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(54) IC TEST DEVICE 
(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent accidents and 
improve safety by providing an 10 detection sensor in 
between an unloader part and a loader part and 
detecting an 10 remained on a test tray. 
SOLUTION: A light source 501 is placed on the surface 
whereon a test tray TST passes and a light receiver 502 
is placed beneath the surface TST passes. On the 
bottom plate of each 10 carrier 1 6, a hole 1 6A is formed 
and whether the light receiver 502 receives the light of 
the source 501 at the part of the hole 16A is read in. 
For this, a reflection mark and a timing mark consisting 
of a non-reflection part are provided on the side parallel 
to the progression direction of a square frame 
constituting the TST. The position of the carrier 16 on 
the arrangement line (position of the hole 1 6A on the 
arrangement line) is detected by the timing detection 
sensor, additionally provided. The existence of an 10 is 
detected depending upon whether or not an 10 detection 
sensor 500 detects the light passing in the hole 1 6A at 

the timing this timing detection sensor is detecting the reflection light of the reflection mark. 
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PrQfungsantrao geni. 9 44 PatG lit oeatellt 

HalbleSterbau^ament-^Teatgerit 

(g^ E» wird eln HabtaherbiualamantTastgefat basohriaban, 
be! dem su tastanda ICa in obtefn BascMcfcungMbichidtt auf 
Tost-Tkbtott aofaabraoht wardan, das Tflst-Tabtott dann 
zum IMan dar ICa in atoan Tastabtehtritt tranafmiiart wM, . 
dia auf dam Tast-Tablait j>afbidifeaan, gataatatvn Xtm naah 
dam Abaohtuft das Tteti von dam Tast-Tablett In ainam 
EntMeabaahnilt auf oin fOr alJgsmalnen Bnsate ausoalagtaa . 
Tablatt umgasetzt wardan, und dts TiMt-Tsblatt dat von 
getastatan ids antiaait 1st su dasn Baschlokiii^rabschnltt 
treRtpoftiart wIp4 ^bai dar vorct^and angajsabana Ablauf 
wiadarho)t ditrohgafOhrt vvfrd. Das. Halblattarb^amant- 
TastgarSt kann hiarbal arftaaan, ob ain IC auf dam Tastr'T)i*> 
blett varhandan tit oder f^hlt» Ebi IC-Er^asimgatansor 500 
dient zum Obaiwaohan, ob auf dam Test^TabSatt a!n 10 
^ vorhai^en lat edar nlohi und lat an mindastana alnar dar * 
^ fo^gandan PosWonan vorgeoahen: an ainar Podtfon zwd*- 
aehan daA)' Endadeabsohnht und dam Baaahlokungsab- 
<p aehnitt an ainar Pb^on sMflaohan dam Basahldaingaab* 
S sohnat und dam Tastabaehnitt und an ainar Poahton 
zwtehan dam Taatabachnftr und dam Entladaabaahniit Ebi 
CM) Dwdhgangatooh lat fn dam Bodanabaehnftt von fomlKgan, 
^ an dam.Tast-Tablatt'angabrachtan lC-T>9gam 16 vofhandan. 
1^ Ourbh dan tC-Eifaaaungaaansor wM duroh Brfiusana von 
S Uoht daa durch daa Durchgangalooh hIndurohtHtt ormittatt* 
V" bb efo an dam TaatrTbblatt angebmehter IC^Trigar laar iat 
odar nfatit. 
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Besdireibuag 



Tedmisches Oebiet 

Die voiliegende Erfindimg bezieht sich auf ein Halb- 
leiterbauele]neiit*Te5tger&t;, das zum Testen von einem 
Oder mehreren Halbldterbatielementeo, msbesondere 
von einem oder mehrerent Q^isdie Beispiele fflr Halb- 
leiterbauelemente darstellenden, mtegrierten Halblei- 
terschaltungselementen (hn fblgenden auQh als iC oder 
IC^ bezeichnet) gedgnet isL Insbesondere beziefat sich 
die vorliegende ErGndung auf ein Halbldt^anele* 
ment^Testgerit, das mit dmer HalUdterbaueiemeat- 
'Rransport- uhd Bearbelttmgs- oder Handhabungsein- 
ricfatimg einer AusfOhmngsform versehen ist, die dazu 
ausgdegt ist zu testende Halbleiterbaoelemente fOr den 
Test zu einem Testabschi^tt 2U transportieren, in dem 
sie mit dnem Testkopf (ehie zum Anlegen imd Aufiaeh- 
men von verschiedenen elektrisdien, fdr den Test er- 
zeugten Signalen dieneade Komponente des Testge- 
rats) in elektrischen' Kontakt gebraoht werdeo^ um hier< 
durdi den elektrischen Test der Halblelte^auelemente 
durdizufOhren, wonach sie die getesteten Halbldter- 
bauelemente aus dem Tesi^sdmitt heraustnuosportiert 
und die getesteten lialbleherbauelemente dann in aus- 
l^guQgskonforme oder aloseptabie bm. fehlerfrde Ban- 
teile und kddit-ansleguQgstoaforme <^der fehlerhafte 
BanteDe in AbhSsgig^eit von den Tester^ebnissen sor- 
tiert 

Stand der Technik 

Viele der (Qblidierwdse als Testabschnxtt bezeidbne- 
ten) dektrisdien Abschmtte eines Haibldterbauele- 
ment-TestgerEte» die zum Anleg^ eines Testssgnals mit 
einem vorbestimmten Muster an em zu test/sndes H&Ib* 
leiterbauelement^ das hdBt ^ne im Test befindKcfae Btn^ 
richtui^ (tlbHcherweise auch als DUT bezeichnetX und 
zum Messen der elektrisdi^ ^gei^cbaften der Bauele- 
mente dieneUp weisen ^e mit Hmen verbundene Halb- 
leiterbauelement-Transport- und Handhabungs- oder 
Bearbeituogseinricbtung (ilblicherweise auch als Hand- 
habungseioricfatung bezeicbnet) aui^ die die Kalbleiter^ 
bauelemente zu einem Testabsdmitt .transportier^ die 
Bauelemente ndt etaenx T^^pf in dem Testabscbnitt 
in eiektriscnen Kontakt brings die getesteten Ksibld- 
terbauelemente nach dem AbschluB des Testvorgangs 
aus dem Testabsdmitt herausf5rdert und die Bauele- 
mente in AbhSngigkeit von den Testergebnissen in ak- 
zeptable Bauteile und fehlerhofte BauteOe sortiert In 
der nadxfolgenden Offenbarung wird die voHiegende 
Erfindung unter Bezugnahme auf IC^ die typische Bd- 
spiele fOr Halbleiterbaixelemente darstellei^ zum Zwek- 
ke der Erl&uterung besduieben. 

Im folgenden wird zunidist unter Bezugnahme aof 
die und 10 der allgemeine Aufbau eines her- 

kamn^hen IC-Testgertts besduiel»^ das mit dner an 
ihm angebradtten Handhabungseinridmmg versdien 
is^ die als ^orizontales Itensportsystemf bzw* ^oti' 
zontal-Tk^nsport^ystem'' bezeidmet winL Das daige- 
steiite lOTestgerfit weist einen Kammerabsdmitt iCO 
zum Testen von ICs wie etwa von Halbleiterspddiem» 
die auf einem Test*Tablett TST aufgebradit ^nd und 
auf dem Test-Tftblett TST transportiert werden, einen 
IC-Speidierabsdmitt oder IC-Xlagerabschnitt SOO, in 
dem IC% die einem Test zu unterziehen smd (das heiSt 
zu testende ICs) aussortiert warden und die getesteten 
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ICs aussortiert und an bestimmter. Stelle gekgevt wer*. 
den, einen Bdade- bz^. Beidiickungsabsdmxtt 30% bei 
dem die zu testenden ICs» die dn Benutzer zuvor auf dn 
for allgemeinen Einsatz dienendes Tablett (Kiunden-Ta- 
Uett) KST aufgebradit hat zu dnem Test-T^lett TST, 
das hohen und/oder niedrigen Temperaturen ^derste- 
hen kann» Ubertragen und auf dieses umgesetzt werden^ 
und einen Sntladeabsdmitt 4^ aufp bd dem die geteste- 
ten ICs, die auf dem Test-Tablett TST aus dem Kam- 
merabsdmitt heraustransportiert wurden» nadidem 
sie ehiem Test in der Testkammer bzw^. dem Kammer^ 
atgdmitt unterzogen vurden» von dem Test-Tablett 
TST auf ein oder mehrare fiOr allgemdnen Hnsats aus- 
gdegte TaUetts KST fOr eine Umsetznng auf diese Ta* 
bletts KST transportiert werdea Der Entladeabsdmitt 
^6C0 ist aUgemein derart aufgebaut; da0 die gist^teten 
ICs auf der Os'undlage der Daten der Testergebnisse in 
entsprechende Kat^rien sordert bzw. klasdfiziert 
werden und de damx auf die entsprediendeOt f^ allge- 
meinen Binsatz ausgelegtra Tabletts aul^ebnidit wer- 
den. 

ber'Kammerabsdmitt 103 weist dne Konstanttem- 
peraturicammer oder thermostatxsdse ECammer (Ther*' 
mostatkammer) die zum Aufnehmen der zu testen- 
den und auf dem Test-Tablett 1^ aufgebradtten ICs 
und zum AnsSb&a einer gezidten Temperaturbelastuhg 
auf die ICs bd hober oder niedriger Temperatur dien^ 
dne Testkammer UOS zum Bewirken dnies dektrisdien 
Tests bezQglidi der IG^ die der Temperaturbelastung in 
der Konstanttemperaturksimmer 11011 unterzogen wur« 
den, und eine Kammer 1103^ ^mm Beseidgen der Tempe* 
raturbelastcQg auf, die zum Sntf emen der auf die IC& in 
der Testkammer 1^ ausgeObten Tempemturbeanspm* 
diung dient. Die Testkammer 1102 eo^aSlt einen in ihr 
be^ndlid&en Testkopf des Tes^er§ts^ fOhrt tmter- 
sdnedBdie deksrisdae^ zum Testen dienende Signda 
fiber den Testkopf zu den zu. testenden und in ddc- 
trischen Kontakt mit dem Testkopf befindlidien ICs zu, 
nimmt &Is Antwort bzw« Reakdon erhaltene Signale von ' 
den ICs ab und Idtet diese zu dem Testger^t 

Jedes der Test^Tabletts TST wipd in einer umlanfen- 
den Wdse von d^n Bescliidcungsabschnitt Qber die 
Konstanttemperaturkammer ILOU des Kammecab^ 
sdmitts AOQ, die Testkommer IICS des Klanmierab- 
45 sdmitts HOSt die im Kammerabsdmitt HQtO entbaltene 
Kammer tl(D3 zur Besdtigung der Temperaturbeks^mg 
und den Entiadeabsduutt 4^ in dieser Rdhenfol^ zu 
dem Beschic&ungSBbsdmitt S€0 bewegt Die ^Constant* 
temperatui^amm^ 1^ und die Kammer zu Beseiti- 
50 gungderTemperaturbelastung sindgi^SeralsdieT^ 
' kammer W2 und wdsen nadi oben geriditete Absdmit- 
te au^ die jeweils fiber die Obersdte der Testkammer 
ll02hinausragen.WieinI?3g. lOgez^gtist^erstrecktsidx 
zwisdien den nadi oben vorstehenden Absdmitten der 
Konstanttemperaturkammer 10^ und der Kammer i03 
zur Besdtigimg der Temperaturbelastung dne Basis- 
Platte SOS, auf der eine Test-Tablett-Transpbrtdnridi- 
tung HQS angebiadit ist die zuin Thmsportieren des 
Test-Tabletts TST.aus der Kammer 103 zur Besehigung' 
der Temperaturbdastung zu der Konstanttemperatur- 
kammier HOI dient. 

Wenn auf die zu testenden ICs in der Konstanttempe- 
raturkanuner tOt eine durdi eine hobe Temperatur ver- 
ursadite Temperaturbelastmii; (eine ^ermisdxe Stress- 
beansprudiung) ausgeQbt wurde, kOhlt d&e Kammer 103 
zur Beseitigung der Temperaturbelastung die geteste-' 
ten ICs auf Raumtemperatur mittels eines Blasvoigangs 
als^ wonadi die ICs zu dem T^ritia4<»fl>^f»||y|ft^ trans- 
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. pcntiert werden. Wexm auf der anderen Selte erne durdi der obersten Stelle beflndliche Test-Tablett zu dem Ent^^ 
eine niedxige Tmperatur von beispielsweise — 3(rC ladeahy^hnitt 400 ausgegebea wint Die auf die geteste^ 
aiisgeabte Temperatisrbelastuns (eine Heftemperatiir«* ten ICs auf dem zugehdrigen Test-Tablett einwirkende 
beanspruchung) auf die azu testenden ICs in der Kon- Temperaturbeansprudiung wird fOr me ROckfOhnmg 
stanttemperaturkanuner HOI ausgeObt wurde^ erw&rmt 5 der IC^ zu der aufierlialb henschenden Temperatur 
die Kaxnmer i03 zur Besdtigung der Temperaturbela- (Raumtempe ratur ) abgebaut, wShrend das zugeh5rige 
stung die getesteten IC^s mit«&ls warmer Luft oder einer Test-Tablett IST von d^ Bodesseite zu der Obersdte 
Heizeinrlchtung bis zu einer Temperatur* bei der sich desStapelsau^hrnddervertikalnacfaobengericiitetexi^ 
tein Tausiedersddag auf den ICs biblet; wonacb die ICs von der vertikalen Transportetnridituzig hervorgerufe* 
dann aus der Kammer 1103 zur Beseidgung der Tempe- 10 nenBewegunggef&xdertwiid. 
raturbelastung heraus imd su dezh Entladeab^cibnitt 400 Die getesteten, auf dem Test-Tablett TST getragenen 
• transportiert warden. ICs warden zu dem Endadeabschnitt 400 geleitet, bei 

DasTest-TablettTSTmitdehdaraufindemBescbik- dem de in AbhangiglSjBrt von den Testergebnissen in 
kungsabschoitt aufgebrachten ICs wird von dem Be- entsprechende Kategorien aussordert und von dem 
schickungsabschnitt zu der Kozistanttemperatuikam- 15 Test-Tablett TST auf die entsprechenden^ fOr 
iner " 3101 in dem Kammerabschnitt iOO gefdrdert Die hen Einsatz ai^gelegt^ and den jewdligen Kategorien 
KoQstanttemperaturkammer tOl weist efne vertfkale zugeoxxineten Tabletts aufgebradit und in diesen gela* 
Transporteizuichtung bzw. Verdkaltransporteinrioh- gert werdentDasTest-TablettTST^dasindieser Weise 
tung auf. die in ilir montiert ist und die dazu ausgdegt in dem Endadeabschnitt ^ geleert wisd, wird zu dem 
ist eine Mehrzahl von Test-Tabletts TST (zum Bdspiel 20 Besduckuogisabschnitt SOO transpordert^ bd dem es er- 
neon Test-Tabletts) in der Foxm eines St&pels zn luilten. neut mit zu testenden ICs bestOckt wii^ die von einem 
Bei dem dargesteUten Beispiel stapelt die verdkale fOr aOgem^en Qzisatz ausgeiegten Tablett KST auf 
T^fansporteimicbtux^ die transporderten Test-Tabletts das Test-Tablett TCT aufjgebracbt werden. Im AnsclxluB 
derait» daB ein Test-Tablett» das neu von dem Beschik- hieran werdai die gldchen Sdmtte gemSB d^ vorste- 
kungsal>schnitt 300 aufgenommen wirA an der obereten 25 baideneriSutertenAblaufwiedeiizolt 
Posidon des Stapels gehalten wird, woising^en das an Wie in Fsg^ 10 gezeigt is^ kann eine IC-lVansportein- 
der Bod^eite beSndlidae Test-Tablett zu der Test- richtung zum T^-ansporderen von IC^ von einem fiir 
kammer 1102 gefdrdert wird. Die auf dem obersten Test- allgemetnen Einsatz ausgelegten TabJett KST zu einem 
Tablett TST befindlk:h^ zu liestenden ICs werden einer Test-Tablett TST in dem Beschidcungs&bscbnitt 300 die . 
vorbesdminten Temperaturbelastuog bei holier oder Form dner fOr einen Transport in den Rid&tungen X 
niedriger Temperatur ausgesetz^ wabrerui das zugeh6- und Y ausgel^en 'nansportefairidktu^g304 aufweiseiip 
rige Test-Tablett TST aufeinanderfolgend von der die ein Paar von beabstandeten, pax^elen Schifiinen 
Oberseite zu der Bodenseite des St^>el8 dureh eine ver- 30£, die an der Basis-Platte HOS angebrad&t sind und sich 
dkal nacfa unten gericihtete Bewegung der vertikalen fiber den Besdnckungsabsdmitt 300 in der von vome 
TransporteinrichtoQg bew^ wild und/oder solax^ 33 nach hinten weisenden Richtung bzw. der Vorw&rts* 
wartet» Us das unmitsdbar vorhergefaende Test-Tablett und RQckwtrtsrichtimg d^ Testger^ts (diese Riditung 
ans der Testkammer 1103 herausgebradit worden ist wird liier als die Richtung V bezezchnet) erstrecken. 
Der Testkopf 1104 ist in der Testkammer 1102 in deren einen bewe^chen Arm 30§» der sich z^^schea den bei- 
mitUeren Bereicb az^eordnet und es wird jedes der den Sdtienen 3011 erstreckt und dessen entgegeogesetz- 
Test-Tabletts TST, die jeweilsemzehiaus der Konstant- ten Enden an diesen in einer solchen Weise befesljgt 
temperaturkammer HOH heraustranspordert werdei^ auf sind, daS er, in der Richtung Y beweglich ist, ond einen 
den Testkopf 1106 gef&rdert^ wobei sie bei der kpnstan- beweglichen Kopf 303 aufweisen* der durch den beweg- 
ten Temperatur gehaiten werdea Hne vorbestimnite Jidien Arm 302 m einer soldhen Weise gehalten wird, 
Aozahl der ICs aus den auf dem zngeordneten Test-Ta- daB er in derjenigeh Riichtung beweglich isi in der sich 
biett TST befindEchen ICs wird eiektriscb mit IC-Budi- 43 der beweglicheArm302erstrec{c^dash6iStindervoii 
sen bzw. IC-Scdcdn (nicht gezeigt) verbundes, die an links nach rechts weisesrden Richtsiag des Test^'srits 
dem Testkopf 104 angebracht sind. Dies wird im wdte- (diese Richtung wird hier als die Richtuag X b^ddi- 
ren Te^ noch nll&er bescbrieben. Nadi AbsdihsB des net> Bei dieser Ausgestaltung kann sich der bew^che * 
mit Hilfe des Testkopfs bewirkten Tests hezO^&sb aDer Kopf 303 zwischen dem Test-Tablett 1ST und dem fOr 
ICs, die auf dbem Test-Tablett TST aogeordnet sin4 so allgemeinen Knsatz ausgelegten Tablett KST in der 
wfrddasTest-TablettTSTin die Kammer i03zurBesei- Richtung Y hin- und herbewegen und kann ddi weiter- 
dgung der Temperaturbelastung transpordert, bei der hin endang des bew^dien Anns 302 in der Richtung 
die auf die getesteten ICs auf deinzugehOrigen Test-Ta- Xbewegen. 

blett einwirkende Temperaturbelasing beseitigt whd An der Unterseite des beweglichen Kopfe 303 sind 
und die getesteten ICs auf die Umgebungstemperatur as IC^ugfltchen bzw. lO-Saugnfipfe in verdkaler Ridi- 
oder Raumtemperatur zurQckgebradit werden. An- tung beweglich angebracht. Mit Hilfe dner Konibina- 
schlieBend mrd das Test-Tablett TST zu dem Entlade- don aus der Bewegung des bewe^chen Kopfes 303 in 
absduntt 400 ausgegeben. den RicbtungenX und Yund der nach unten gericfateten 

Abniich wie die vorstefaend nSher beschriebene Kon- Beweguqg der SaugnSpfe lessen sich die SaugnSpfe in 
stanttemperaturkammer Wi ist .auch die Kanuner 1103 eo AnlagemitdenlC^dieaufdemfOrallgemebenE^atz 
zur BesddgungderTemperaturbelastaagmit einerver- ausgelegten Tablett KST angeordnet sind. bringen und 
tikalen Transporteiinichtung (Verdkaltranaportemrich- diese ICs herausheben und an den Saugnfipfen durt:h 
tun^ausgestattet, die dazu ausgelegtist* eine Mehrzahl Unterdruckansaugung halten, so daB die ICs zu dem 
von Test-Tabletts TST (zum Beispiel neun Test-Ta- Test-Tabiett TCT flbertragbar sind Dib Anzahl von 
bletts) in aufeinandergestapelter Form zu halten Bei 55 Saugnapfen, die an dem bewegUch^ Kopf 303 abge- 
dem daigestelhen Beispiel wird das Test-Tablett TST, bracht sind, kann zum Beispiel acht betragen, so daB 
das neu von der Testkammer 1102 aufgenommen wird. an insgesamt acht ICs zu einem Jeweiligen Zextpunkt ge- 
derBodenseitedesStapels gehaiten, wohingegendasan meinsam von dem fOr allgemdnen Snsatz ausgeieg^ 
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^ Test-Tablett TST transpordert angeordneten, parallelen Leisten 113 enthil^ die zwi- 
w^en ^nnen, sche^i den einander gegenflberlleg^iden, sddichen Rah- 

» isthierbeian2umerken.daB2wischendenAnhalte- menelementen m und 12b des Rahmens aogeozdnet 
poationen fOr das fOr aUgemeinen Binssti aiisgelegte and Jede der Leisten S3 enthalt dne Mehizahl von mit 
Tablett und das Test-Tablett TSTeine Einricbtimg 5 gleidien gegensdtigen Absttoden angeonbieten Man- 
305 zum Komgieren der Podtion eines ICs angeordnet tagenasen bzw. HaltevorsprOngen U, <Qe von den Lel- 
ist, die als TWzisionsausrichteinrichtung*' bezeichnet sten an deren bdden Seiten vorstehen- merbel sind an 
wird Die Posidooskorrdcturefairicltt^ 305 enthslt re- jed^ sdtllchen Rahmenelement 12a, S2b, die den be- 
tativ defe Ausnehmungen. in die man die ICs, die an die nachbarten Leisten gegeauberfiegen, gleidiartige, von 
Saugnfipfe angezogen sind, nach einmaligem Fteigeb 10 ihnenvorstehendeHaltevorsprtogel4angebraditDie 
hmcurfaQen laflt, bevor sie^ zu dem Test-Tablett TST HaltevorsprOnge U, die von entgegengesetzt Kegenden 
gefardert werden. Die Ausnehmungen sind jeweils Seiten jed^ der Leisten 313 vorstehen. sind derartange- 
durdi yertibal schrSg verlawfende Seitenwfinde defi- ordnet^daBjederderHaltevoreprOngeHdervondS^ 
niert, die aufgrund ihres schrigen Veriaufs die Positio- Seite der Leiste 13 vorsteh^ zwischen zwei beaachbar- 
nen yorgeben, an denen die ICs in die Ausnehmungen is ten HaltevorsprOngen 14 posidoniert. ist» die von der 
taneinfanwL.NacMem adit ICs relativ zueinander mit entgegengesetatenSdtederLdstevomehen.Ingieidi- 
Hflfe der Positiondcorrektureinrichtung 305 pr&dse po- artiger Wdse ist jeder der Haftevorsprtoge 14, cfie von 
sitiomert worden sind, werden diese acbt exakt poritio- jedem der sdtHdien Rahmenelemente 112a und 12b vor- 
nierten ICs erneut an die Saugn§pfe angezogen und zu stehen, zmschen zwei benachbarfen HaltevorsprOngen 
d^ Test-Tablett TST transpordert Der Gnmd fOr die 20 14 positioniert, die von der gegenOberfiegenden Leiste 
Bcreitstellung der Position^orfekturdnrichtung 305 vorstehen. Zwischen jedem Paar von einander gegen- 
wd mx folgenden eriautert Die Ausnehmuggen des fOr flberliegenden Ldsten 13 und zwischen jedem der seitli- 
allgemenien Einsatz ausgelegten Tabletts TST zum Hal- dien Rahmenelemente 12a und 12b und dea gegenflber- 
ten der ICs sind grdBenEnSlBigderartbemessen^daBae liegenden Leisten ^nd R&ume fOr die Auina^^ einer 
grdBer sind als die OrdSe der ICs, was zugroSrSLumigen 25 MehrzaU von IC-Tr3gern 1$ derar^ dad sich diese ge- 
AadCTUQgen der Positionen der ICs fOhren bann, die auf genflberliegen, ausipebildet Genauer gesagt wird Jeder 
dem for aUgemeinen Bbsatz ausgelegten Tablett KST IC-T^er 1<5 in einer aus elner Anordmu% von redttek- 
aijg^ydnet sind Falls demgemaB die ICs als solche mit- Idigen TVagerabteilen IS aufeeabmmen, die in jedem der 
tels Unterdruck durcli die Sau gnap fe herausg^;riffen Rfiume definiert hiw, voigesehm sind, ^obei jedes Ab- 
unddttrektzudemTest-miettlOTtransportie 30 tdl 15 zwei verse«st€i, sich sdirSg gegenfiberiiegende 

den, kdnnte es manche ICs gebw, die nieht erfolgreich HaltevorsprOnge 14 entbiStt, die an den diagonal gegen- 
m die IC-I^erausnehmungen bzw. IC-Halteausneh* fiberli^enden Ecken des Abteils ahgeordnet sind. Bel 
^mgen eimgebracht werden» die in dem Test-Tablett dem dargestellten Beisfpiel bd dem jede Leiste 13 sech- 
TST ausgebSdet sind Aus diesem Grande ist die PosI- ^ zehn HahevorsprOnge 14 an ihren beiden Seiten atif- 
^Qoslmretoardm^ 35 weist, sind in jedem der Rfiume sedxzehn T^gerabtefle 

n^ besduieben ist und die bewiiH daS die ICs ma- 15 gebildet, in denen sechzehn IC-TWlger 1® angebracht 
tnxtonnig exakt so angeordnet werden, wie es der ma- sind Da vier solcber RSume voriiand^ sind, kdnnen 
triscfdnnigen Anoidnung der IC-Hiaheausnehmungen in$gesamt 16 x 4, das hdBt 64, IC-T^er in eiriein 
ei^n^t^cfiemdemTest-TablettTSTausgebfldetsind Test-Tablett TCT montlert warden. Jeder IC-TtSger 16 
E>er Entladeabsdmitt 4t® ist mit zwei Sflteen von 40 ist anf zwei entsprechenden HaltevorsprOngen 14 as^ge- 
Ttansportemnchtungen 404 fOr den IVansport in den ordnet und an diesen mit Hilfe von Befestigungsmittdn 
Ric^tungen X und Y ausgestattet die hinsichtlich ifares 17befesUgt 

Aufbaus mit der Transporteinrichtung 304 fOr den Jeder der IC-'Mger 1® besitzt identtsche Form und 
Transport in den RichtungenX und YidentSsch sind, die GrdBe hinsicfatlich seiner fiuBeren Kontur und trigt In 
an dem BescWckungsabsdmitt 3C0 vor:gesehen ist Die 45 der Mitte eine IC-Tasche 10, die zum Auftiehmen eines 
Transportemrichtungen 404 fOr den Transport in den IC-Elements in dem Imager di»t» Die Fonn und die 
PJchtuages X und Y fiShren die Umsetzung der gste5te= GrSSe der Z&Tasdie 19 ist in Abha^gigkdt wn dsrjs* 
ten ICS von dem Test-Tablett TST, das zu dem Entlade- nigen des In der Tasche aufeunehmenden IC-Elements 
ab^^hnitt 400 ausgegeben worden ist; auf das fOr allge- Id f estgelegt Bd dem daigestellten Bdspiei weist die 
mdnen Einsatz ausgelegte Tablett KST durdi. Jeder 30 IC-Tasdie 19 die Fdrm dner im wesentfichen quadiatl- 
SatE d^ TVansportdnrichtungen 404 fOr den Traiuport schen Ausnehmung auf. Die fiuBeren Abmessungen der 
mdenRtditungenXundYweistemPaarvonbeabstan- IC-Tasche 19 smd derart bemesien^ daB die IC-Tasche 
deten, parallelen Scfaienen 401, die derart angebracht lose in dem Raum, der zwischen den einander gegen- 
sind, daB sie in der Vorwarts- und Riickwartsrichtung flberhegenden HaltevorsprOngen 14 m dem Tr§gerab- 
des TestgerSts (Richtung Y) verlaufen, einen bewegii- 55 teil 15 ausgebildet ist, dngepaBt ist. Der IC-TViger IS 
Chen Ann 40% der sich zwischen dem Scbienei^>aar 401 weist an seinen gegenOberfegenden Enden Flansdie 
erstreckt und der an den entg^engesetzten bzw, SuBe- aut die dazu ausgelegt sind, auf den entspreohenden 
ren Emicn an dem Schienenpaar 401 derart angebracht HaltevorsprGiigen 14 aufeuli^en, wobei ^ese Flanscfae 
1st, daB er in der Richtuog Y bewegiich ist, und einen MontagelOcher 21 und dureh diese hindurebgehende 
beweglichen' Kopf 403 auf , der an dem beweglichen so LOcher 22 aufweisea Die Montagddcher 21 dnd dazu 
Arm 402 to eine Bevegungentlang des Anns m ausgelegt, durch sie hindurchgefOhrte Befestigungsmit- 

Lingsnditung; das heiBt in der von recfats nadi links tel 17 au£zunehmen, wShrend die Ldcher 22 fOr den 
wdsendm Richtung des Testger&ts (Riditung XX ange- Durchtritt von durdi sie hindurchgehmden Poritiorier- 
^^^^i^ - ^ «_ sdften ausgelegt sind 

mg. 1 1 zeigt den Aufbau eines AusfOhrungsbeispiels « Damit die IC-Elemente daran gehindert werden, aus 
de? T^-Tabletts TST. Das dargestellte Test-Tablett ihrer Position in dem IC-Ttager 16 herauszugleitenoder 
TST weist emen rechtwinkligen Rahmen 1^ aus, der sich vollst§ndig aus dem IC-TrSger 16 nickartig heraus- 
eine Mehrzahl von in gleichen gegensdtigen AbstSndcn zubewegen, ist ein Paar von Spenen hzw. Riegehi 23 an 
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dem IC-Tr9ger 18 ax^ebracht;^ wie es in Fig. 12 gezeigt 
isL Diese Sperrep 23 sind einstOckig bzw. inte^^ mit 
dem Korper des I&Tr3^ers derart ausgebSdot^ daB sie 
sicfa von der Bads der IC-Tasche 119 nadi oben erstrek* 
ken und and nonnalerweise fedemd derart vorge- 
spannt, da0 <£e am oberen Ende befisdHdien Klauen 
aufgrund der N^chgieblgkeit des Hamnateria3s, aus 
dem der IC-Tlrfiger hergeJteflt ist, jeweils in eine auf die 
gegenuberliegende Klaue gerichtete lUchtung vorge- 
spannt sind Wenn das I&Element in die lOTasche 119 
einzubringen ist oder aus der lOTasche 19 herauszu- 
nehmen is^ werden die obeorseittgen Enden der beiden 
Ri^el 23 mh HQfe dnes Riegelfreigabemechanismus 25 
expandiert bzw. auseinaaderbeweg^ der an den entge- 



10 



Lagergestell 2011 gehalten sind, werden aufeinanderfol* 
gend von der Ob^ehe des Stapds 2u dem Beschik* 
kungsabschnitt 300 tnuisportiert; bei dem die zu testen- 
den ICS von dem fOr allgemeinen Bnsalz ausgelegten 
Tablett KST aiif dn Test-Tablett TffT mngesetzt wer- 
den, das sich in dem Besdiickungsabscbnitt 300 In Be- 
rdtsdiaftsstellimg beRndet Das lOLagergesteli 2011 
tmd das Lageiigestell fOr die getesteten IGs kdnnen je- 
weils idendsdie Foimp identisdie Gestaltong i m d Identi- 
schen Aufbau besitzen. 

Bei dem in den Mg. S tmd 10 dargesteUteh Bdspiel 
sind acht Ges^e STK-l, STK.-2; ..^ STK.-8 als Lager- 
gesteOe ^ fOr die getesteten ICs vorgesehen, so daB 
getestete ICs aisfigenommen we»i^ kdnnen, die in bis 



gengesetzten Seiten eines IC-Saugnapfes 2^ Or das 15 ^ maximal adit Kat^orien in Abhgngigkdt von den 
Heraiisgreifen eines IC-Elements angeordnet ist Diese jeweiligen Testergebnissen aussortiert bzw, gnippiert 
Auseinanderbew^gung bzw. AbstandsvergrdBenmg wenlen kdmien. Dies hat seinen Gnmd darin, daB bei 
der beiden lasdien wird dordigefQhrt, bevor das £in« manchen Anwendungen getestete ICs nidit nur in Kate- 
bringen des IC^BIements in die IC-Tasdie 119 oder das gorien wie ''aaslegu^skonfonne oder akzeptable Bau- 
HerausnehmendesI&HementsaiisderTasdiebewirkt 20 tefl^ imd ''iucbt-auslegungskonfonne oder jFeUerhafte 
wird Wenn der Riegelirdgabemechanismus 25 aufier Bautdle"* klassifiadert weiden soQ^ sondem audi nodi 
ESngrifFmit den Riegdn hzw. Lasdien 23 gebradit wird, wdterfdn Massifiziert werden soDen,nSmlidi bezfigikdi 
sdmappen die lUegd 23 wfgrund Ihrer Fe&rtorifte der '^ehierfreien" BauteOe in Klassen, die hob^ mittlere 
wieder in ihre nonnale Posdtion zurfic^ in der sie den und geringe Arbdtsgesdiwindigkdt angeben, und be- 
eingebraditen IC mit MKe der am oberen Ende ange- 25 zflglidi der "^ehlerfiaftetf' Bautdle in seiche femgrup- 

piert werden solleny bei denen entweder dn weiterer 
Testvox^gang dun^hgeRihrt werden soil oder bezQglidi 
anderer Parameter Massiilziert werden solL Selbst wenn 
die Anzahl von kiassiSzierbaren K8.it€^rien bis zu adit 



brachten Klauen der Ri^K 23 in seiner Position hahen 
und eine Verlagerung verbindem. 

Der IC-lVSger 13 halt jsin IC-Hlement in efaier soldien 
Podtion» daB dessen L^itungen oder Stifte IS nadi un; 



ten freiB^p, wie es in Hg* 13 gezeigt ist Der Testfcopf 30 betr§gt,istderEnaadeabsdmitt400bei demdarg^tell 
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weist einen an ihm a^gebr^ten IC-Sookd (IC- 
Biidise) aut wobd sidi Kontakte tQ4A des IC-Sod^els 
von der obersdtigen Fiid&e des Testkopf es 104 nadi 
oben erstredcen. Die frdli^enden Leitongen oder Stif* 
te Id des IC-Elemests werden gegen die Kontakte 104A 
des RC-Sodcels gedrfldet, um hierdmdi eine dektrisdie 
Verbindung zwisdien dem IC-Stement und dem Sockel 
herzustdZen. Za diesem Zwedc ist oberhalb des Test- 
kopfes dne DrOdeeinrkibtung (DrOcker) 20 ange* 
bradit £e zuni DrUcken und Mdten dnes IC-Blements 
m der imteren Portion dient und derart ausgdegt ist, 
daB er das I&Blement, das In einem IC-TViger 16 aiifge- 
nommen ist von der Obersdte her in Kontakt mit dem 
Testkopf tm drfidct 

Hierbei ist anzumerken, daB es nodi eine andere Aus- 
fOhmogsfonn eiaar IC^Haiidhabynnigs^iiiridjtic^ gibt; 
bd der die zu testenden ICs von dem Test-T^lett in 
einen Sockd transportiert werden, der an dem Testkopf 
10^ montiert ist imd bd der £e getesteten ICs nadi d^ 
AbsdduB des Tests von dem Sbckd zurOds zu d^ 
Test-Tablett fOr den IVansport der IGs bewegt werden* 
wobd dieser Bewegungsablanf in der Testkammer 1€S 
stattfindet 

Der IC-Spddierabsdinitt bzw. IC-Lagerabsdmitt 
200 welst ein IC-Spdcherigestell bzw. IC-L^ergestell 55 
(oder Lager) 2OII9 zum Aufiiehmen von fOr allgemeinen 
Einsatz ausgdegten Tabletts KST, die mit zu testenden 
ICs bestfiokt sin4» dient, und ein Lageig&stell ffir gete- 
stete ICs (oder Li^r) 202 au^ das zum Aufnehmen von 
fOr allgemeinen Einsatz ausgelegten Tabletts KST dient, 
die mit getesteteh und auf der Basis der Testergebnisse 
in Kategorien gruppierten ICs bestQdct sind Das I&La-' 
gergestell 201 und das Lagergestell fOr cfie geteste* 
ten ICs sind derart ausgestahet, daB de fOr allgemeinen 
Einsatz ausgeiegte l^bletts in der Form eines Stapels e5 
aufnehmen kdnnen. Die fOr allgemeinen Einsatz ausge- 
legten Tabletts KSX auf denen sidi die zu testenden ICs 
befinden und die in der Form eines Stapds in dem IC- 



ten Bdspiel dazu imstsmde, ledigfidi vier fOr allgemei- 
nen Ehisatz ausgdegte Tabletts KST aufzunefamea 
Falls unter den getesteten ICs einige IGs vorhandra sein 
sollten, die in dne Kategorie einsordert werden sottten, 
die nfd&t zu dei^enigien Kat^rien gebdrt die den in 
dem Entladeabsdmitt <^ angeordneteo, ffSr aUgemd- 
hen Einsatz ausgdegten Tabletts KST zugeordnet sind, 
werden daher die Arbdtssdiritte voi^genommen, eines 
der fOr allgemeinen Binsatz au^degten Tabletts KST 
von dem Bntiadeabsdmitt <600 zu dem IC-Lagerab- 
sdmitt 200 zurOdzufOhren und als Ersatz hier^ ein fOr 
allgemeinen Einsatz ^ansgel^gtes Tablett KST, das zum 
Speidiem der zu der neuen, zusitzUdien Kategorie ge- 
h6renden ICs gedadit ist von .d^ IC-Lagerabsdmitt 
45 200 zu dem Bntiadeabsdmitt '600zutransportiere!n,bd 
dem dsese IC^ in dem neuen T&blettgt^debert weideiL 
Es wird nun auf 1^ 10 Bezug genommen. Bne Ta- 
blett-T^^msporteinridituQg ist obeAalb des IC-La« 
gexgestdls 201 und der IC-LagergesteOe ^2 fiir gete- 
50 stete ICs angeordnet und derart ausgdegt daB sie ehie 
Bewegung Gber.den gesamten Ausdehnungsbereidi der 
Lagergestdle 201 und 21^ in der Rlchtung der Aufein- 
anderfolgung der Oestdle (in der von recbts nadb irntfg 
wdsenden Ridttung des Testgerats) rdadv zu der Basis- 
Platte 103 ausfOhren kann. Die Tablett-lYahq>ortdn- 
riditung ^ ist an Ibrem Boden mit einer Greif einiich- 
tung zum Ergrdfea eines ffir allgemeinen Einsatz ausge- 
legten Tabletts KST versehen. Die Tablett-'nansport- 
einriditung 205 wird zu dner Position oberhalb des IC* 
Lagergestdls 201 bewegt woraufhin der lift 204 be^- 
tigt wird, um hierdurdi die fOr allgemeinen Einsatz aus- 
gelegten Tabletts KST, die in dem IC-Lagergestdl 201 
gestapdt and, in einer soldien Weise. anzuheben, daB 
das oberste der fOr allgemeinen Einsatz ausgelegten Ta- 
bletts KST durdi die Greifeinriditung der Tablett- 
Transporteihriditung 205 ergriffen und aufgenommen 
werden kann. Sbbald das an oberster Stelle befindliche» 
far allgemdnen Binsatz ausgdegte Tablett KST, das mit 
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2u testenden ICs bestQckt ist, zu der Tablett-TYansport- IVaasports dcr getesteten ICs von einem Test-lYiUett 
elmiclitiing 20S transportiert wonlen ist, wird der lift TST auf ein fOr aUgememen Einsatz auagel^gtes 'ntblett 
204 m seine ursprOngiiche Position abgesenkt Die Ta- KST in deib Bndadeabschnitt 4C0 die Ihfonnationen. 
blett-Tiransporteinnchtiing ^ wird dann in Horizon- daB die getesteten ICs auf dem Test-Tablett zn den fOr 
talncfatung za eaner vorbestimmten Podtion in dem Be- 3 aOgemeines Einsatz ausgelegten l^letts transportiert 
sddckungsabscbnitt 300 bewegt und dort angehalten, ^orden sin4 fndem sie die Adressen speichert, die den 
wd>ei an dieser vorbestimmten Position die Grelfein- jeweiDgea IC-TVfigem flS auf demzugehdrigenTest-Ta- 
riditimgderTablett-Tk^sporteinrichtungaos freigege- blett TST zugeordnet sind, und ftthrt den Thmsport der 
ben wird, und hieipdurcfa das Eslftillen des fOr allgemei- getesteten ICs auf die fOr allgemeinen Einsatz ausgeleg- 
nen Einsatz ausgelegten Tabletts KST in einenunmittel- 10 ten Tabletts auf der Grundlage der gespdcherten 
bar darunter liegenden Tablettaufnehmer (nicht ge- Adressen durch, so daB keineinzigergetesteterlCoder 
zeigt) ermdgficht. IMe Tablett-l^^jAsporteioridxtuag gar meiuere ICs Obrigblexben^ die fehlerhaft nicbt auf 
305, von der das fOr aUgemdnen Ensatz ausgelegte Ta- dks Test-Tablett TST oder das Tablett KST transpor- 
blett KST abgenommen worden ist; wird aus dsm Be- tiert worden and Jedodi kann desmoch in seltenen F31« 
scUdorngsabsdmitt 300 herausbewegt Danadi wird '15 len der FaD auftreten, daB dn Oder mdirere getestete 
der Lift ^ von dnem Berddi onterlidb des Tablett- ICs auf dem Test-Tablett verbldbea ohne von £esem 
aufaehmers, auf dem das fOf allgemeinen Ensatz ausge- abtransportiertzuwerden. 

legte Tablett KST aufgebracht ist, nadi oben bewegt. Falls ein oder mehrere getestete ICs nidit mngesetzt 
urn luerdurdi den Tablettaufnehmer und folgUdi das fOr worden ist und auf dem Test-Tablett TCT in dem iEntla* 
allgemdnen Ejnsaiz ausgelegte^ mit den zu testenden 20 deabsduutt ^ verblieben. ist, wird das Test-Tablett 
ICs besttekte Tablett KST derart anzubeben, daB das TST, das nodi den oder die niditumgeset^ten ICs trSg^ 
for allgemeinen Hasatz au^d^gte Tablett KST durcb zo dem Besdiidcungsabsduutt 300 transportiert, und es 
ein Fenster ILOS bindimsh, das in der Basis-Platte 1105 werden folgiidi dn oder mehrere zu testende ICs adf 
ausgebildetistp&eigdegtxst. dem oder den verbliebenen getesteten ICs in der Form 

Die Basis-Platte lOS ist in einem Berddi siusgebQdet^ 25 eines Stapels aufgebradiL In diesem FaQ steht der zu 
der oberhalb des Bntladeabsdmitts ^ liegt, wobd ddi testende IQ der auf der Obersdte des Stapds angeord- 
daz^dien zwei wdter^ gleidtartige Fenster ^OS be- net i8t» von der Oberflidie des TestrTabletts nadi oben 
fiaden» diiirdi die bindurdi die leeren, fOr allgemeinen vw. Hierbd tritt ddr NaditeS auf, daB der zu testende 
Einsa^ ausgele^en Tabletts freigdegt sind. Bd diesem IQ der an der Obersdte des Steels angeordnet ist und 
Bdspid ist jedes der Fenster HOS grdBenmSlBig derart 30 naidi oben vorstehx, dana^ wenn das Test-Tablett» das 
bemessen* dafi zwd fOr allgemdnen Einsatz ausgelegte nut dem Stapd oder den Stapeln aiis jeweils zwd IC^ 
Tabletts durdi'diese lundurdi frdgdegt sind FolgHdh bestQckt ist, zu der Konstanttemperatnrkammer Wt 
sind yier fDr allgemeinen Einsatz susgdegte, leere T^- transportiert wird und ansdilieSend das nadifo^ende 
bletts durph die bdden Fenster lOS hindtirdi in frdge- Test-Tablett airf dem Test-Tablett mit dem Stapel oder 
legtem Ziistand gehaltea Oetestete ICs werden aussor* 35 den Stapdn aus zwd ICs, in der Konstanttemperatur- 
tiert bzw. klassifiziert und in diesen leeren, fOr allgemd- kammer Wt gestapelt wird, aus dem zugehdrigen Test- 
nen Einsatz ausgdegten Tabletts KST in AbhSngislcett Tablett auf^imd der EinfQhrung des nadifolgenden 
von den Kategdrien, die den jeweiligen Tabletts zoge- Test-Tabletts herausgedrflc&t wird und nadi unten fSlit. 
ordh^ and, abgdegt» Wie auch bd dem Besdiic^mgs- Es kann hierbd audi ein UnglOdcsf aU wijs etwa ein Zerr- 
absdmitt 300 sind die vier leeren, fOr allgemeinen Bhi- 40 bredieii des zu testenden ICs auftreten. . 
satz a:usgelegten Tabletts KST auf den jeweiligen Ta- Falls der unerwQnsdite .Fall auftritt, daB ein IC aus 
blettaufnehmem angeordnet, die durdi ^e zugeordne- deni zqgehdrigen Test-Tablett TSTin d^r Konstanttem- 
ten lifee 204 nad^ oben und unter bewegt wenien. So- peraturkammer herausfSJlt und.xiadi tinten fSllV 
bald ein fOr iaUgemeinen Einsatz ausgelegtes Tablett kann es sdQ» daB der IC auf einen Fdrdmnedianismus 
KST volIstSndig gefOUt worden ist, wird das Tablett 45 oder fihnBdies aufflUlt^ der sin der unteren Sdte der 
duroh den lift SO^ em der Ebene des Pensters WS ge- Konst&nttemperaturkammer lOH yorgesehen ist; und 
senkt uiid dmeh die Tablett-Traasportdnrichtimg 2ra der IC bd diesem fviedianisinus Stdruogen bervomift 
zu der Toblett-Lagerposttion gebr&di^ dfe (Besem'Ta* so daB der Tk^ansportmedsanismus eventueil ausfaOen 
blett Stiigeordnet ist Mit dem Bezugszddien SS9 ist in und nldit mehr fdrdem kann. FaDs der zu testende IQ 
den ffljj, 9 und 10 ein Tablett-Lagergestell fOr leere Ta- 50 der auf dem verbleibendenp bereits getesteten IC gesta- 
bletts bezddinet, das zumi Aufhehmen von leeren, fOr pelt ist, f emer getestet werden sollte und zu dem Entla- 
aKgemeinen Einsatz ausgdegten Tabletts KST dient deabsdmitt ^ trarisportiert werden soUte, ohhe aus 
Aus diesdn Tablett-Lagergestell 203 fOr leere Tabletts d^ Testtablett heraussufallen, wird der bbere IC in 
werden die leeren, fOr allgemeinen Einsatz ausgelegten dem Stapd auf der Basis der Testeigebnisse bezQglidi 
Tabletts durdi die Tablett-T^ansportdnridituog 205 55 des unteren, verbleibenden, getesteten ICs in dem .Sta** 
und (fie lifte 204 zu den jeweiligen Fenster iOS trans- pd sortiert, und es tritt fol^di der Naditdl au( daB 
pordert und an diesen durdi die anigeordnetenlifte 204 dnefehlerhafteKIassifiderungerfolgt 
gebalten, so daB de zum AuCuehmen von getesteten ICs Die vorstdiend erwihnten Probleme treten in gld- 
berdtsind cher Weise audi bd einem IC-Testgerit auf, bd dem 

Wle vorsteheiul bescbrieben, speidiert bd einem IC- so eine Handhabungseinrichtung in einer AusfOhrungs- 
Testgerlt; das mit einer an ihm angebraditen Handha- form eingesetzt ^^rd, die gemeinsam fOr den Transport 
bungseinriditung in Form des vorstehend erlfiuterten von ICs, die in einem quadratfdnnigen, rdbrenartigen 
horizontden Tfansportsystems versehen is^ bd dem zu IC-BehSher au%enommen and, der im Quersdmitt im 
testende ICs auf ein Test-Tablett gebradit und zu dem wesentlidien rediteckfdrmige Gestdt besitzt und als 
Testabschnitt (Kanunerabsdmitt) fOr die DurdifOhrung 65 "stabfdrmiges Magazin'' bezddmet wird, sowie zum 
eines Tests transportiert werden, die fur den Transport T^nansport von auf einem f flr allgemdnen Bnsatz ausge- 
in den Richtungcn X und Y ausgdegte IVansportdn- legten Tablett aufgebraditen ICs zu einem Test-Tablett. 
riditung 404 in dner Spddiereinriditung wahrend des und fOr den Transport des c^e auf iiun aufgebraditen 
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ICs tragesulen Test-Tabletts zu dem T^stahschnitt fiOr sbr an dem Weg des Tramsportpf ads des Test-Tablett^ 
dnea Test ^gesetzt werden kann^ wobei sicb nadi dem das von dem Testabsduutt bi Richtung zu dem Eatiade* 
Test imtersdiiedlicbe Bearbeitimgen der getesteten ICs absdmitt transporder t wird, vorgeseben ist 
auf der Gnindlage der Daten der Testergebnisse an* . In ObereinstinmiongmiteinemdrtttenGesichtspimkt 
schlieBen (siehe z. Bw die japanisdie Pateoatarimeldimg 5 der vorHegenden Erfindmig wird ein iC-Testger&t ber 
jrP-A-17t91 1/1994). reitge^telll; das derart ausgelegt ist, daS zii testende ICs 

von .einem fOr allgemeinen Einsatz ausgelegten Tablett 
KuTzfassung der Erfmdung zu einem Test-Tablett fOr ein Umsetzen auf dieses in 

einem Besol^IckuQgsabschmtt transportzert werden, und 
Es ist daher eine erste Aufgabe der vorliegenden Er- 10 das T^-Tablett; das nut den ICs bestuckt ist, in einen 
fiiiduiig ein I&Testgerat zu schaSen, bei dem der uner- Testabsduutt transpqrtim wind, bei dem die ICs einem 
wfinsdite. Fall verhmdert werden kann, daB ein oder Test unterzogen werden* und daB das Test-Tablett mit 
mdu-ere getestete ICs auf einem Test-Tablett ohne Ab- den daraiif beSndlidieo, getesteten ICs nadi dem Ab- 
. tensport von diesem^milckgelassen werden. sdiloB des Tests von dem Testabsduutt zu einem £n^- 

Bne zwdte Aufgabe der vorliegenden Brfinduog be- 15 deabsdmht transport!^ vnid, bei dem die auf dem 
steittiiiderSdiaShnigeinesI&Tdst Test-TablehbefiodUcbea. getesteten 

kann,ob ein Oder mehrere ICs aus dem zugehdnges^ioit hSxigen Test-^Tablett auf ein ter allgemeinen Wfnga»> 
ICs b estClckten Test-Tablett herausgef alien sind. ausgelegtes TaJblett umgesetzt werden» und das Test-T^- 

In Obereinstimmung zhit einem ersten Gesiditspunkt blett^das von getesteten ICs en^eert is^ von dem Bntla- 
der vorliegenden Erikidung mcd &a I&Testgerit be- 20 deabsdmitt 'zudemBesdiidamgsabsduutttran^rtie^ 
rdtges^elt^ das derart au^elegt ist, da0zu test^ide ICs wild, bd dem neue, zu testende ICs airf das gdeer^ 
von einem fOr a%emeinen Snsatz ausgelegten Tableft Test-Tablett fflr einen nadifolgenden Test von IC^ auf- 
za einem Test-Tablett fOr ebi Umsetzen auf dieses in gebradit werden, wobei das ICrTestgergt einen IC-Er- 
dnem Besdiidsungsabschnict transpordert werdeDp und fassungssez^or auf^^^is^ der dazii dient^ zu erfassen» ob 
daB das Test-Tablett mit den darauf aiifgebraditeQ ICs 2s in dem Test-Tablett ein gdeert^ ICAuftiahmeab- 
in einen Testabsdinitt transpordert wird, bd dem die sdmitt, in dem bsinQ ICs vorlianden sind» enthalten ist 
ICs ehiem Test untem>gen werden, wobei das Test-Ta- . oder nidtt, wobd der IC-£rf assunjg^ssdisQr an dem Weg: 
blett mit den darauf befindlidieo, getesteten ICs nadi des Transporip&ds des Test-Tablett8» das von dem Be- 
dem AbsdiluB des Tests von dem Testabsdudtt.zu d- sdiidom^ahsdmitt in Ridxtung zu dem Testabsdmitt 
nemSntiadeaibsduutttransportiert warden, bd dem die 30 transportiertwirdtvosgesehenist 
getestetenlC&auf demTeist-Tablett vondCT&zqgeord- In dem IC-Testgerftt gemiB dem ersten Gesidits- 
neten Test«TabIett zu dnem fOr allgemdnen Einsatz punlet der ErObdung iSBt ddi sdbst dann, wenn dn IC 
ausgdegten Tablett geC5rdert warden, und das Test-Ta- auf dem Test-Tablet^ das von dem Entladeabsdmitt in 
blets^ das von getesteten lOsentleertis^ yoA dem Bntla-. Riditung zu dem Besdudcungsabsdmitt transportiert 
deabsdmlttzu dem Beschickungsabsdinitt transporflert 35 wird, verbMeben sein sollte^ das Vorhandensein dieses 
wird, bei dem neue zu testende ICs auf das gdeerte auf dem Test-Tablett verbliebenen ICs erfassen» und es 
Test-TaUett fOr d&a nadifolgenden Test von ICs aufge- kann folgHdi der auf dem Test-Tablett verbliebene IC. 
bradit werden, wobd das KC-Testgerflt .eiyien IC-Erfas- von dem Test-Tablett abgenommen werden, wenn das.* 
sungssensor aufwexst, der ermittdt, bb ein IC auf dem Test-Tablett an dem Besdiidauigsabsdmitt angekom- 
traosportierten Test-Tablett voriianden oder nl^ 40 men ist Als Ergebnis kann der unerwionsdite Pall nidit 
handen ist, und der zwisdien dem Sntiladeabsdmitt und auftreten, daS zwei ICs aufdnandergestapelt werden 
dem. Besduckungsabsdmitt vorgeseben ist, so daB dios und der an der pberen Position beflndlidie IC des Sta- 
Vorhan de n sei n ugendeines IC^ der auf dem Test-Ta- pels auf den Eoden der ^nstanttemperaturkammer 
blett zurOc^eblieben ist, ermittdt werden kann. fiUtDemgemSBk&nn ebi.IC-Testgeritgescfaaffenw^ 

In Obereinstimmung mit einem zwdten Oesid&ts- 45 deUydasbobeSld^erilieitbietet 
puukt der vorliegenden Eifisdung wird dn IC-T^tger&t In dem IC-Testg€rSt gem&S dem sweiten Oesidits- 
berdtgestelh^ das derart ausgdegt ist, daS zu testende punkt der Erfindnng kami sdbst dann, wenn irgenddn 
ICs in einem Besdddoingaabsdmitt von einem fur allge^ getesteter IC aus dem Test-Tablett in demT^tabsdmi^ 
mdnen Einsatz au^gd^en Tableft zu einem Test-Ta- berausf&Uen soUte, die Posidon des lOAufhahmeab- 
blettfOr eb Umsetzen aiif dieses transportiert werden, sdmittsde8Test-Tabletts,vondemderICherabgQ^en 
und das mit dem ICs I>estQdcte Test-Tablett in einen is^ Tsrghrend der Zehdauer des Transports des T^-Ta- 
Testabsdmitt transpdrtiert wird, in dem die ICs einem bletts von dem Testabsdmitt zu dem Entladeabsdmitt . 
Test unterzogen werden, wobd das Test-Tablett mit erfaBt werden. ^ ist daher rndglkb, m dem Entladeab- 
den darauf aufgebraditen, getesteten ICs nadi dem Ab- sduntt einen Sortiervorgang bezQglidi des IC-Aufhah* 
sdiluB des Tests von dem Testabsdinitt zu einem Bnda- $5 meabsdmittis> in dem kein IC vorhMiden ist, aamhafr en, 
deabsdinitt transpbrtiert werden, bd dem die geteste- und es ISSt sidi somit der vorstebend besduieb^ne 
ten ICs auf dem Test-Tablett von dem zugehdrigen Naditdl» daB eine fehlerhafte KJassifidenrng eifolgt 
Test-Tablett auf ein fQra%emdnenEinsa^ausgdegtes vimndden. 

Tablett gef&rdertweideq; und das Test-Tablett^ das vcm In dem IC-Testger§t gemflS dem dritten Gesidits- 
getesteten ICs entleert worden ist; von dem Endadeab- so punkt <ler ErHndung kann sdbst dann, wenn irgendein 
sdmitt zu dem Besdiickungsabsebnitt transportiert IC von dem Test-Tablett wfifarend d^ Zdt des Trans- 
wird, bd dem neue;, zu testende ICs auf das gdeerte ports des Test-Tabletts von dem Besdiidaingsabsdmitt 
Test-Tablett fOr einen ansdiUefienden Test von ICs auf- zu dem Testabsdmitt herabf alien soUte, der geieerte 
gebradit werden, wobd das IC-Testgerfit einen IC-Er- IC-Aufoabmeabsdmitt des Test-Tabletts, aus der IC 
fassungssensoraufwdst, der dazudi6nt,zuermitteln,ob g5 herausgefallen ist, ennitteh werden, und zwar bis zur 
in dem Test-Tablett ein gdeerter IC-Aufnahmeab- Ankunft des Test-Tabletts an dem Testabsdmitt Es ist 
schnitt^ In dem keine ICs voriianden sind, vorhanden daher md^ch, in dem Testabsdmitt dnenTestvorgaas 
Oder ddit voibanden ist, wobd der IC-Erfassungssen- bezQglich des IC-Aufnafameabsdmitts; in dem kein IC 
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vorhanden ist, zu verhindem, und laSt sich fo]gIxdi die vorstehend besdmeben is^ wei^ der Handhabiuigsab- 
Zehdauer, die fOr dea Test^oj^gang erfoRterlicfa ist; ver- snhnift einm Kammerabscfanit^ der zmn Testen von IC^ 
kOrseivda keine Zeitvergeuduns auftritt dien^ die auf einem Test-Tablett gdE5nlert werden, ei- 

neii I&Spddierabschiiitt bzw. lOLagerebschnitt zum 
Kurze Beschreibung der Zdchnungen 3 Speichem vonzutestendenlCsundvonbereitsgeteste- 

teaQ und sorderten ICs» einen BeschicktingsabsQhnxtt« in 

Mg. 1 zeigt exne perspekdvische Dar8teDun& In der dem zu testende ICs, die ein Benutzer bereits suvor auf 
der Aufbau des haupts&chlichen Absdmitts eines Aus- fOr aOgemeinen Einsatz ausgelegte Tabletts aufgebracbt 
fOhnmgsbeispiels des Halbleiterbauelement-Testgertts hat zu einem Test-Tablett, das hoben und/oder niedri- 
der vorUegenden Erfindung veranscbaulicbt ist, . to gen Temperaturen widerstehen kann, gebracbt und auf 

IF!g»2zeigtdneimwesentfichenimQaersclniittge$e- dieses umgesetzt werdeti» und einen EnUadeabschnitt 
bene Ansidit des Ger&ts ges^IFSg. 1, auf» in dem die getesteten ICs, die auf dem Test-Tablett 

IFSgoSz^gteihevergroBerteperspektxvischeAnsicht, ausdemKammerabsdmittheraustranspordertwunlen» 
in der ein Abschnstt des in S%« 1 gezeigten Halblelter- nachdem sie in dem Kammlar^bschnitt einem Test un« 
bauelement*Testger&tsdargesteIltist, 15 tesrzogen windeq^ von dem Test-Tablett zu den fQ^ 

]Plg,4 zeigt ein Blockschaltbild, in dem ein Beispiel gemdnen Snsatz ausgelegten Tabletts gebradu wer- 
einer IC-Erfassungssdialtung fOr den Einsatz bei einem den, um auf die letztgenannten TabletSs un^esetzt. zu 
IC-Erf^sstmgsverfalu^ dargestellt ist* das bei dem werdemDerKammerabsdmittweistdneKonstanttem- 
Halbldterbaudement-Tes^^t gem^B der vorHegen- peratorkamm^ zum AusQben dner Temperaturbela- 
den Erfindung dngesetzt wird, 20 stung; die ent^eder durch eine ausIegungsgemSS hohe 

Pl^* 5 zeigt Signalveri&ufe zur BdSlu^rung der Ar- oder auslegungsgemifi dedrige Temperatur bervorge> 
bdtsweise der in lFis*4 dai^gestdlten lOEifossungs- nifen wir4 b^iQglidi der zu. testenden und auf einem 
sd^tung; Tes^Tablett aufgebraditen iCa, eine Testkammer zur 

zeigt eine Draufdd&t zur Eriluteniog einer DurdifObrung von dektrisdien Tests beziiglidL^^ 
wdteren AusfObrungsform des IC-Erfassungsverfah- 25 die unter der Temperaturbelastung stebei^ die in der 
rens, das bd dem Halbidteirbaiselement-Testgerit ge^ gfk»g»fln^^mpfirft^«t4famiYi<pr hftm>rgmifen wurdfi, wo- 
mas der vodiegenden Erfindung eingesetzt^sirdp bei die ICs sum Testen in eldctrisdum Konftakt mit d- 

Mg,.? zdgt dn BlodssdiaItbQd» in dem dn Bdspiel nemTesttoojitf desTestabsdmittsgebraditwenlei^und 
einer IC-Erfassungssdial&ung dsurgestdltbt^ ^ fOr den eine Kammer 3wBesdt|guxigderTempemtur 
Sosatz bd dem in 195^6 gezeigten EC-Erfassuagsver* 30 aui^diesiun Beseitigen der in der S&onstmttemperatur- 
fahrengeeignetis^ kammer hervorgerufenen Temperaturbeansprudumg 

zdgt SignatverlSxife zur BrlSuterung der Ar- in den ICs» die d^ Tests ia der Testkammerimterzogen 
bdts^ise der in Mg, 7 geseigt^ IC-EiC&ssuiigssdial- wordendnd^dient. 

tung, I?%>1 zeigt eine Darstellmig zur EriSutenmg des Auf- 

Sig. 9 zeigt eine Draufddrt, in der sdiematisdi ein 3$ baus dnes wesentiidien Absdmitts bd diesem AusfQfa- 
berkfimmlidies IC*Testgerilt dargestdte is^ wobd der m^ngsbeispiei, bd dem ein Test-Tablett T^u das an 
Kammerabsdmitt in perspekdvisdier Anddit gezdgt ^m^m ByTylqHieifqhggtim»<fli[m<ge>y Hft«<tttftH iingsgbff riKnit »g 
ist; r ' angefaahen ist dn Test-Tablett ISTi, das an einem Be- 

IF^ iO zdgt dne perspektsvisdne Ansidit d^ bei^ sdiickungsabsdmitt 300 angebalten istp und dn IC-£r- 
k Omm ltehen, in 9 dargb^tellten ?C-Tes^er§t^ 4q fassungssensor 5^ gezdgt sbu^^ierzvrisd^de^^ 
. Mq. It zdgt dne auseinandergezogene^ porspekdvi- ladeabsdmitt '^/Q^ und dem Besdiidcungsabscbnitt 3^ < 
sche Ansioht, die zur Erlauterunjs des Av^aus dnes vorgesehenist-DieserlC-BrfessuogsabsdmittSOOdient 
Ausfahrungsbeispiels dnes Test-Tabletts fOr die Ver- dazu, zu ermitteln, ob ein IC auf jedem bzw; einen der 
wendung in dem IC-TessgerSt dient^ JC-TtSger fl6 (dehe Mq. 1 1)^ die an djsm Test-Tablett 

12 zeigt eine perspektiviscbeAnddi^ die zur Er- 45 TST aogebracbt dndl' zurQdpgdtessen mrden ist oder 
^utenmg der Aufiyringuzig von ICs auf dem Test-Ta*. nicbt 

blet^dasinSiig. ii daigesteiitist^dientund Bd diesem AusfQbfoppbd&^Id ist em Fall gezcig^ 

- FSg: 13 zeigt eine vergrdBerte Sdmittansidii; in der bd dem dne Mehs^abl von IC-Erfassungssensoren SOO 
die dektrisd^ Verbindung z^visdien eiaiem IQ der atif des mit lichtdurdKldtung bz^. liditsdsranken arbd- 
dem in Hg. 11 gezdgten Test-Tablett aufgebradit i$t> so tenden T^ps, die jeweils dne Udstqudle sm und dnen 
und einem Testkopfveransdiauiidit ist Fotodetektor 502 enthdten» zwiscben dem Entladeab- 

sdmitt <!€{D und dem Besbhickun^bsdmitt derart 
Beste AusfQiuimgsfonn der Erfindung angeordnet sind* daS die lidxtqueSe S^t und der Foto- 

detdctor SOS jedes Sensors SCO einkuder bezOgiidi ein^ 
FSg; 1 zeigt dn AusfObrungsbeispid des lOTestge- 55 Ebene gegehOberliegen, durcb die b^. entlang derer 
r&ts gemaB der voriiegenden Erfindung. Dieses ICTest- • ein Test-Tablett TST iransportiert ixiiil das zwisdieh 
ger&t ist mit dner an ihm angebraditen Handhabut^gs- die lidztqueUen und Fotodetdctorai eingebrad&t winL 
einriditung in Form des vorstebend unter Bezugnabme Die LidttqueDe 501 und der Fotodetektor 502 jedes 
auf die ^g; 9 bis 12erifiutertenbori2QntdenT^ranspprt- Sensors 500 sind in deijenigen RIditung miteinander 
systems versd&en und weist eihen Testabsdmitt Qm we- aiusgeriditet, die reditwbiklig zu der RIditung der Be- 
sentKdxen der untere Basisabsdmitt in Bg. 10^ der d? w^gung des Test-Tabletts TST veriSuft; so daB bier- 
nen elektrisdien Absdmitt des lOTestgerSts bildet und . durcb eif aBbar ist; ob ein IC auf dem Test-Tablett TST^ 
zum Messen der dektrisdien E^ensdiaften von imTest das durcb die bz^« entiang der Ebene veriiuf^ zurOdc- 
befindlichen ICs durch Anlegen von dn vorbestizpmtes . geblieben ist oder debt 

Muster aiifweisendenTestsi^oalen an die ICs dieott und 65 Der IC-Erfassungssensor 500 ist entsprecbend der 
einen Handhabungsabscbnitt 0m wesentlidien der obe^ ' Anzahi von Zeilen (der Anzabl von in Querricbtung 
re mechanifiche Absdmitt in IF|g« 10) auf. In Oberezn- verlaufenden Reiben entiang der Ricbtuog der Bewe- ' 
stimmung mit dem berkdmmlicben IC-Testgerftti das gung des Test-Tabletts) der IC-TtSger i€ vorgesebeu. 
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dieandemTest-TablettTStaoigebraditsincLWeimdie blettsv^I&ift 

Anzaiil der IMiger 1^ die an xlem Test-Tablett TST JedederreQektierendeQMarkieruQgeiiSOSAweistin 
apgehracbt smd und die in dori&aig&x Rlchtung ausge- der BewegimgOTclitung dne Qr&Qe oder LSnge auf, die 
riditet hzw. angeordnet sind» die reohtwigMig zu d^ detart auBger^t ist^ dafi sie gieich groB wie oder ge- 
* Ric^tmig der Beweginigdes Test-Tabletts TST verliuft 5 ringfQgiggrdBeralsder Durclmesserderentsprechen^ 
(in der Ridbtiug ehier in L&x^^sriditung verlaofenden den Oftenng flGA in den Basis-PIatt^ eines Satzes aus 
Zeile) geni§B der Darsteilung gleicb 4 ist (die Anzahl denI(>T^ern11@ist,dieinderiUdituqg derBewegung 
von Zeilen betrSgt vierX k6nnen vier IC-Eif assusgssen- des Test-Tid>letts angeordnet sind. DeingemtB ist der 
soren SCO miteiheingegenseitigenAbstand angeordnet Zeitgabe^Erfassungssensor oberhalb der Ebehe» 
werdexi, der dem Abstand emspricbt; der zwischeh den lo entlang der das Test-Tabl^ bew^ wird, angeordnet, 
vier I&Tt9gem 116 vbrhanden is^ die in der Richtung und eilaBt das Ucbtp das von dem Zei^abe^Erf assungs- 
der In LiA^riditang verlaofenden Reihe ausgeriditet sensor 5(M aui^esandt wird und an einer der reflektie- 
sihdBd dem daigesteDtenAusfQIirangsbeispiel sind die renden MarMerungen 503tA reHekdert wird. Bei dem 
Uchtquellen SS^l obierbalb der Ebene vorgesehen, ent- vorstehend besduiebeneh Aufbau laBt sicb ledi^ich 
lang derer das Test-Tablett transportiert wird, wahrend 15 b2w. aussddieBlich das Ucht detekti^x^ das durdi die 
die Fotodetektoren 50^ unterhalb der Ebene;; imdang " Offxsmig il^ biindurchtnt^ so daB. das Vbriiandenseih 
derer das Test-Tablett transportiert wird, voigesehen eines ICs auf dem Test-I^lett in AbhSngigkeit davon 
sind. Ke Lichtquellen 50^ und die Fotodetektoren 502 erfafit wir4 ob der IC-Erfassungssensor SCO Lidu er&Bt 
kdnnen selbstverstSndlich aodi in der umgekeiuten oder nicht erf aBt wahrend der Zdkgahfe^BrfafCMwg^iy, 
Wtiseangeoidnetseia .20 sor S04 Udit eri^i; das vw einer der i^ekderendeh 

Bine Apertur bzw. Offiumg (Durchgahgslodi) 16A ist Markiemagen 503A refiek^ert wird, so dafi die Erfas- 
in einer Bads-Platte jedes ICrTrSgers 16 ausgebiidet^ sung eines ICs auf dem Test-Tablett mit derjenigen 
wie es in den Mg, 2 und 3 gezdgt ist Der Potodetektor Zieitgabe erfb^ mh der der Zeitgabe^Erfossungssensor 
5^ er^t. Licht, das durch die Of&mng 16A hindurch- S04^ Lidit erfaBt, das von einer der reflektierenden Mar- 

?eht Da ia der Ba^PIatte jedes IC*Trtgers 16 eine 25 kierungenSOSAKteflekdertwird. 
^f^Qung vorhsnd^ ist^ dorch die von der lichtqueDe Bd dem vorstehend erlEuterten AusfOhrungsbeispiel 
501 ausgesandtesl^tbsndurditritt (eine OKoung, fiber ist der FaH gesehildert; daS erfoBt wird, ob ein IC auf 
die Stifte eines ICs, der auf dem iCTiriger 16 aufge- einem Test-Tablett verblieben ist, das von dem Entlade- 
braoht ist, freigel^ sind, oder dei^^dcitenX muB durch absdmitt 4^.zu dem B^phir*^^gRRhgf^titiT»» 300 trans- 
den Fotodetektor SCS led^ich bzw. ausschlieSHch das 30 pordert wird. Es ist jedbch auch (sine altefn^ve Ausge- * 
Licht erfaBt werden, das durch die C&ting 16A bin- staltuxigmS^kih, bei der die IC-Erfassungss&osorenSCO 
dnrcbtritL Aus diesem Orund is^ wie in S|g; 3 in vergr5- ziim Beispiel in der Kffitte hzw. esttang des Pfads ange- 
fierter DameUung ge^gt is^ dieses Ausfilhrungsbei* ordnet sin4 der von tiem B6Bch<elgt«ng<^twgimjyt gaffiff am 
spiel dmrt auggeleg^ dafi Zdb^b&- bzw. Tgiktmaride- dem Testkopf 106 Wa% mid/oder balbwegs bzw. an 
^rungenSOS invorbesdmmtenlntervaUenbsw/Abstfi^ 35 dmHadai|gebrdnetsind,dervondemTeistlcopf 
den, bezogen auf die Bewegungsridhtung des Test-Ta- dem Enidadeabsdmitt ^SCO f&hrt Bei einer soUhen Aus- 
bietts TST, an einer derjenjgen Seiten des rediteckfQr- gestaltung ist es mdglich, eine leere IC-Tasche in einem 
ndgen Rahmens 12 des TestrTabletts TST fest ange- Te5t*Tablett zu er^ssen, die daher rlShiti.dafi ein IC aus 
br»±t sind, die parallel zu der Richtung der Bewegung dem Test-Tablett heraiisgefallen ist; w&hrezid das Test- 
desTest-TablettsTSTvgTlanfen, uziddaBeinZeitgabe- <o Tablett von dem Beschickungsabschnitt BGO zu dem 
Er&ssungssensor 506 licht erfaBt, das yon jeder der Testkopf transportiert wird. W^terbin- ist es m5g- 
Zdigabe-Markiemngen 503 reflektiert wirdL Iich, eiiie fleere lO-Tasche in dem Test-Tablett zu erfes- 

Die Zd^rabe-Markierungen 503 wdsen bei dem dar* sen, die daher riihrt, daS ^ IC von dem Test-Tablett 
gestellten AusfOhrungsbeispiel reflekderende Markie- wShrend des Tests an dem Tesdcopf 104 herabgefaUen 
rungen5(^3Aundnicht-*refl^cderende^2wischen denre- 45 ist. 

flektierenden I^S^kieruisgen 503A vosftasdsae Mp.rki^ Es !st S25gi!i^ dis Zu^^rlEssigk^it des IC^Tes^erEts 
mpgen 503B auf, wobei die reflekder^en Marldenm- dadnrdi za verbessena, daB die I&Erfessungsseiisbreji 
gen 503A an solcdien Posidonen an der efaxen Seite des SCO an einer belietriigen oder alien vorstehend erwahn^ 
rechteckfdrmigen Rahmens 12 angebracfat sind, die den ten Po^onen angeordnet werdea. Wenn jedoch die 
Positionen der Ofinungen 16A in den Basis-Platten ei- so IC-Erf assungssensoren 500 sowoU an Posidon^ zwi- 
nes Satzes aus den IC-Trggem S6 entsprechen, die in der schen dem ^tladeabschnitt 4C0 und dem Besohickungs- 
Bewegiingsriditung des Test-Tabletts angeordnet sind absdmitt 3^ als auch zwisden dem Testkopf und 
Bei diesem AusfOhrungsbdspiel ist der rechteckfdrmige dem Entladeabscfamtt 4^ angeordnet sind, oder an Po- 
Rahmen i2 jedes Test-Tabletts aus einem nidit-reflek- sitionen sowohl s^wischen dem Endadeabscihnitt^ und 
derenden Material hergestellt, so daB Abschnitte des 55 dem Beschickungsabscfanitt SCO als auch zwisdxen dem 
rechteckf&nnigen Rahmens 12i an dem keine reflekde* Beschickungsabsdmitt 3CD und dem Testkopf 104 posi- 
rende Markierujigen 51BA . angebracfat sind, kebi Ucht tioniert sind, lifit sddi die Zuverlfissigkeit des I&Testge* 
refiektieren. Folglich ist es bei diesem AusfOhnmgsbei- r&ts noch weiter verbesseni. Es erObrigt sicb, festzustel- 
spiel nicht notwoulig, separate nidit-reAektierende lea daB die ZuverlSs^ifkeit des IC-Testgerftts am beaten 
Markierungen 503B an d^jenigen Seite des'rechteck- 60 erhdht werden kano, wenn die I&&f assungssensoren 
fonnlgen Rahmens 12 des Test-Tabletts anzubringen, SCO an alien vorsi^hend genanntoi Posidonen yorgese* 
(HepmiDelzudearRicbtungder BewegungdesTest'Ta* hen sind. 

bietts verlfiuft Falls der rechteckfdmiige Rahmen 12 Weiterlun kann die Beziehung zwisdien der Anord- 
jedes Test-Tabletts aus einem reflekderenden Material nung der reflektierenden Markierungen 503 \md der 
heigesteUt ist, kdnnen nichtreflekdereode Markierun- 65 Anordnung der nicfat-reflekderenden Markierungen 
gen 503B an derjenigen Seite des rechteckfdrmigen S03B audi umgekehrt sehi, bezogen auf den Zustand, 
Rahmens 12 des Test-Tabletts angebracht werden, die wie er in 3 gezelgt ist, so daB ledig^ich das Licht, das 
paraUel zu der Richtung. der Betwegung des Test-Ta- durch die Offiaung 16A hindurchtrit^ erfiafit werden 
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torn, wodurch das VoAondensein ernes ICs auf dem sunflssensor SM ein logisch<K Signal jnit hohem Pegei H 

Test-^Tahlett m Abhangigkeit davon, ob der IC-Eifas- aib Signal mk hohrai logischen Pegell wenn er cSe an 

suagsMiror SCO Licht erfaBt oder nicht erfaBt zu denje- dem rechtedddniugen Rahmen t2 angebrachte reflek* 

nigenZei^«iiktendetektimwird.ahde^ ^erende Maridenmg 5«13A nicht erfaBVwShrend er ein 

^ErfassungssensorSKM kdnerlei reSekdeites UAt er- 5 Sgaal mk dem logxscfaen Pegel L ab^t. wenn er die 

A -•♦^ii-. • Tr. «^ . • . . reflektierende MarMening 5p3A ennittelt Als Ergebnis 

AnsteUe emg IC-Erfassungssensors des nut Licht- gibt der Sensor SC^ logische Signal© 51-1, mit 

diardJitttmig biw. Uchtschranke arbeitenden Typs kami niedrigem logischen Pegel L 5A) jedesmal dann ab 

auch ein AmahOTingsschalter zur Brfessurig eines Me- wenn der <fie reflektierende Mariderung 503A erfaJJL 

tails (^es Metalls m diiem IQ oder eine Kamera, die 10 51-1 bezeichnet ein Signal, das von dem Sensor SM 

eine Murterarkemiungsfimkdo aufwdst, oder dergiel. beim Brmittehi dor ersten reflekderendoi MarMerung 

ctien,alsIC-Erfassimg55ensorSimverwendetwerden.* abgegeben wird, wahrend 51-2 dn Stgoal bezeichnet 

Die vorhegende Erfindu^g kann audi bei einem IC- das yon dem Sensor SC^ bdm Erfassen der zweiten 

Testgerat eiagesem werdeo, bd dem ehie Handha- . reflektierenden MarMerung abgegeben wirdL Jeder der 
bungsemrichtung fflr Ma^^e/Tabletts verwendet is IC-Eifassungssensoren SCOA bis Smy empfSngt Liohi 

wuxt die g e memsam far den Transport von in einem das durch die OOaung ^ISA hindurchtritj; die in dem 

stangmfSmugm Magaan" untergebrachten ICs und IC-1Wger US an einer Posidon ausgebfldet ist. <Ue unge- 

von auf emem fiir aUgemeinra Eiiosatz ausgelegten Ta- fShr der mitUeren Position der reflektierenden Markie- 

btett aufgebrachteh ICs zu etoem Test-Tablett benutzt rung SCQA entspricht, und gibt hierbei em Signal 52-1 
werden kann. In einem stangenfdrmigen bzw, stabfoi- ^ 52-2, ... (Bfe.5B) ab^ das auf den niedngenlogischexi 

migen Magazm mtt^ebrachte ICs rutschen aufgnmd Pegel L abSllt und wShrend des Vorhandens^ der 

mresEigea^ewKAtsaufe^ Gffiaung i«A auf dem aiedrigen logischen Pegei L ver- 

heiBt ^ werden die ICs aus dem Magaan aufgmnd der bleibt Bei dem in JE^Sg. 5B dargestellten Sfenalverlauf 

aurch daa Bigengewicht der ICs hervorgerafenen, ein bezeidmet 52-1 ein Signal niedrigen logischen Pegels. 
H^^ffallen jedes !Cs bewhtoiden Naturkraft aufige- 25 das folglidi das Signal darsteU^ das von dem IQ-Erfas- 

geben, wobei das stabfdrmige Magaan in einem gegen- sungssensor detektiert wWl wenn keih IC vorfaanden 

fiber der hon^talen Ausriditung geneigten Zustsind isL 52-2 ist ein Swial mit hohem loalsohen P^el H und 

phaltenwird. wenAsomitwiebeidemvorsteheader- stellt folgjidi das ^gnal dar, das dmch den IC-Erfas- 

^uterten AusfBhruogsbeispiel erne Station, an der aus sungssensor detekti^ winl wean em IC vorhanden ist 
dem Magazm ausgegebene ICs auf em Test-Tablett so Femer steDez^ wie aus den F|s.2 und 3 eraichtlich ist 

Qbertra|Qi werden, als^ Besdudomgsabsdmitt defi- logisdie Signale Nl, N3; N4 und N5, die niedrigen 

SSSL!!?* 1? ^ ^^>^ «Be ZuverlSssigk^t des IC- Pegel L besitzen und dch von den detekderten Siraale 

Tes^er&ts, das mit dner sotehen, an ihm aagebraditen 52-1 und 52-2 naterschdden, die detektierten Signale 

mndhabimgs^ditung ffOr Magaane/Tabletts verse- des IC-Erfassungssensors dan die duich licht eraetet 
benis^dad^m^^ 35 werden, das jewdls durch in d^IC-IVSger US gebildete 

^nsorsn ^ an einer beliebigen der nadifolgenden Pc- Sdilitze 1KS3 bzw. duroh emen zwischen zwei benach- 

titionen oder an zwei von diesen Positionen vorgesehen barten !C-Trflgem fl« gebildeten Spalt SSC hindurdi- 

werden, nSmlich an einer Position enliang des Verlaufs tritt 

des IVamportofeds des Test-Tabletts zwischen dem Die detektierten Signale 51-1, 51-2, ... des Zei^be- 
^tladeabschnitt ^ und diesem Besdiickungsab- 40 Brfassungssensora Stte werdra an erne Unterbrechungs- 

sc&m^an dner Positk>n endaagdes Verlaufs des TVans- bzw. Intemiptsignal-Enceugungssdialtung 505 angdegt 

portjrEads des Test-Tabletts zwischen diesem Beschik- die Unterbredrangs- bzw* Interruptsignale INTl und 

kun^bsdmitt und dem Testkopf tm, und/oder an ei- INT-2C?5g.5C) 2uZeiQ>unkteneraeugt^ die jeweils diem 

S®^!**^?.^**^ ^ Verlau& des lYansportpfsids AbfaDen bzw. Ansti^ jedes der detekderten Signale 
d^Test-TablBttszwj^end^ ^ 51-1, 51-3, ;..ents5>redien.DieseInterruptsignaleTOT^ 

Qitladeabsdmtt foa £s ^fibrigt sids, f estzusteOez^ daB und INT.2 weiden an erne Steuerdnrichtung 507 ange- 

die Zuveriassigkett des I&Testeerits hn stfirl^ten Ma- legt, die ehscn Intesruprvorgang aufgnmd des Inter- 

^^^^ ^erden kann, wenn die IC-Erfassungssen* niptsignals INT-1 beginnt, das zum Zdtounkt des Abfal- 

sor^SCO an aOen vorstehend genannten Potitibnen an- lens deis detektierten Signals erzeugt wird, und den In- 

geordnetand. ^, . ^ , so tOTiiptvorgangeuifgrund des IntemiptsignaIsINT-2 be- 

1P?^4 ^Igt dn Bdspid der Anordnung oder des Auf- endet, das zum 2eiq>unkt des Anstiegs des detekderten 

bausdesIC-BfassungssensorsSCOundderzugeordne- Signals exzeugtwinL 

t«i Schdtuhs <Bp ennittelti ob dn IC vorhanden ist Die Steuerdnrichtang Biff kann zum Beispid diiroh 

Oder nicht Wie m ]F!g; 1 gezdgt ist, sind bd diesem einen Mifcrooomputer gebUdet sdn. Der Mikrocompu- 

AusfObrungsbeispid vier IC-Erfassui^gssensbren 500 55 ter weist hi bdcannter Wdse dne zentrale Verwbei- 

^TCtf^sehenJM^e vler IC-Erfassungssensoren sfad m tungsdnheh bzw.Zentrdehiheit507A.die allgemdn als 

Hg. 4 nut SOOA bis 5C0D bezdchnet Die nachfolgende CPU bezeidmet wir* dnea ROM (Festwertspdcher) 

B^^reibuQg erfolgt unt^ der Annahme, daB die IC- S07B, m dem Programme «ler dergldchen gespeichert 

Eriassungwwrorm^ and, dneii RAM (Direktzugriffsspdcher) 507C zum 

mit dem niedngen Pqgd L (Signal mit niedrigem logi- so zdtweiligen Speidiem von m der SteuereimchtuDgge- 

«geb^ w^ Lidit duni die entspre- lesenen Daten oder dergleldien, dnen Einganwan- 

^ende Of&iung hmdtirdif&llt (wenn der Fotodetektor schluB 507D, dnen AusgangsanschluB 507E,^iaen toter- 

501 licht vonjier Uchtqudle 501 empfingtX «nd daB ruptdngangsansdihiB SOTF usw. auf. Die Interruntsle- 

derZ^t^e-Brfassungssensor 504, der die Position d- nale INT-1 und INT-2 wenien m der zentralen V^- • 

nes auf eme^ Test-Tablett vorhandenen ICs erf aBt,dn ss bdtungseinheit S07A Ober den Intemipteirigangsan- 

Slgnal mit dem medngen logischen Pegd L abgibt, schluB 507F gdesep, wbdurch die zentrde VerM^bei- 

WCTuer reflektiertes Licht empfingt tungsdnheit 5d7A dazu veraniaBt whd, emen Inters 

wie m JFag.5 gezdgt ist, gibt der Zeitgabe-Erfas- niptvoigang auszufOhren. Die zentrale Verarbdtungs- 



DE 197 13 986 Al 
19 20 
einheit 507 A gibt ein ia 5D gezeigtes L6schsignal Ausgangssignale der Zwischenspeicberschaltungen 
CLR nbor den AusgangsanscfalnB 50TE Jedesmal daim 5C$A bis 5CSD getreimt anz^en kanAT Daiilberhinaus 
ab, wenn sie einea Intemiptvorgaxxg beginnt Das kami die Anzeige 508 die Position eines IC-lV§gers 16 
Ldschsigoal CLR wd an Zwischenspeicherschaltungen aitf dem Test-Tablett TST genau angeben, mdem die 
50SA bis SCSD angelegl, die jeweOs die detekderten 5 Aosablderr^ektiereQdenl^kieningenSQSAge^hlt 
Sgnale der vier IC*Eif assungssensoren SCOA bis SCOD wird. 

z^ischenspeidiers* um hierdurch den Zustand bzw. In- Wie vorstehend erUutert^ eifassen die IC-Brfassungs- 
halt der Z^risdienspeichersclialtungen 50SA bis 50SD za sensoren SOOA his 500D IJcht; das jeweils durdb andere 
Idsdten (zorClcksusetzen). Die von den Zwischenapei* SteDenindeml&IUgerllfialsbeidOTindGml&T^er 
cherschaltuogen 50SA bis SOSD abg^benen Aus> 10 US j^Ul^bfldeten OSiming 1€A hindurditritt Zusatzfieh 
gangssignale werden durdi das LOschen der Zwischen- zu der Offi&ung ISA sind nimlich in jedem IC-lV§ger W 
spdcberschaltsmgenaufhobenlogischenPegelHinvei^ die Sdilitse iSB vorhanden und es existlert weiteriiin 
der^ wie es in Mg, 5E dargestelit ist. In die Zwischen* d^ Spalt iSC swisdien jeweils zwei benachbarten !& 
speicberschaltung SOSA werden die Signale 52-1, 52-2, IVSgem US. Falls denizufolge durch diese Sch&tze iSB 
die au%nmd der durch den IC-Erfassungssensor 5C0A 15 und den Spah ISC Stdrdgnale Nl, N2, N3, N4 imd N5 
eifafiten 0£Ehimg JSA efzeiigt werden, und die Signale b^rvorgeruf en "werden, wi6 es iifi^g. 5B gezeigt ist, ist 
Nl, N2, N3» N4 und N5 ebgespeis^ die aufgnind der ersididioh, daft die Stdrsjignale Nl und N5 bei einem 
SchlitTO 1€B usw.erzeugt werden* In gleidierWeise wie &i5tanderzeugtwerdea,beiidem.dieZwischenspeicher- 
bei der Zwisdseospdcherschaltimg 505A werden in die schaltux^ SOSA den hohen logisdien Pegel H bei der in 
anderen Zwbchenspeichersehaltii^geh SfiSB hb 5QSD 20 ]^ 5 daiigestellten WeDenfoxm zwischenspeichert In 
jewdls die Signale^ die aufgrund der durch die I&£rFas- einem soldien FaU wQide der zwischengespaicherte In* 
sungssensoren SCOB bis500D erfadten OSnuQgen ISA halt der Zwischenspeicherschaltung 50SA durch die 
erzeugt werden, und die Signale eingespeis^ die auf- Stfirsignale Nl und N5 auf niedtrigen Ipgiscben Fegdi L 
grund der Schlitse USB usw. erzeugt wmien. umgeschrieben werden. Die fehlerhaften Daten in der 

IMe von den Zwischenspeicherschaltungen SCSA bis 25 ZwischenspeidierachaltuogSOSA wQrden jedodx besei« 
50SD obgegebenen Ausgangssignale andem sich von tigt werd^ da aOe jeweiligen Zwischenspexchersdial- 
hohem logisch^ Pegel H auf nsedrigen logisdiien Pegel tungen durch ein LSsdisignal CLR geldscbt werden, das 
U wenn die von den entsprechenden IC-Srfassungssen- erzeiigt wird, wenn die nSchste reflektierende Maride- 
soren bis S^Ddetekderten Signale auf den nied* rung SQBA an den IC-Er^assungsseosoren ankomm't 
rigenlogiscAen Pegel Labfsdlenimd sich did Zwisdien- so Sdbst foils die SiSrslsnale Ni bis N5 orzeugt werden 
spddiersdialtungen SStSA bis 50SD in einem Zustand soUte^ Eest die Steuereinrichttnag 507 diese fehlerhaften 
befindeop bei dam sie den hohen logischen Pegel Hzwi« Daten nibhi ein* 

sehenge^pdehert haben. Wenn daher der Zdigabe-Br^ Bei dem vorstehend erlSuterten AusfOhnmgsbeispieJ 
fassun^ensor 50^ die reflektierende MaxMening S03A . ist die Aii^eit^^w^se der Steuereinrichtung 507 unter der 
erfaBt and die Ausgangssignale der IC-£rfassungssen* 35 Annainne b^dmeben, daB der Zustand, bd dem die 
sorenSOOAbisStlH^Dauf denlogisd&en P^ILunmittd- Zwischenspd^ern^tungen SOSA bis 5C3D jeweilS' 
bar nach dem Ldschen aller Zwisdienspeicberschaitun- niedsjge logische Pegel L zwischenspeichem. der nor- 
gen 5$^SA bis S^D zum Be^nn des Interruptvorgangs male Zustand ist Dieser logjusdie Zustand kann auf ei* 
abfallep, invertiert jede der Zwischez^peichersdxaltun- n^ Fall angewendet werden, bei dem erfafit wird, ob.; 
gen ^iSA bis 5^tSD ihr ^^wiscbengespeichertes Aus- 40 ein ZC auf einem Test-Tablett yoriianden ist oder nich^ 
gangssign&l &uf den niedrigen logischen Pegel L. Der in das von dem Eniladeabschnitt zu dem Beschik- 
IFSg, 5E geseigte Zeitpunkt Tl zeigt diesen Vorgang an. kungsabsdMtt 300 transportiert wbxi und an dem IC- 
Wenn die reflektierende Markiemng5fl3A.durdi die- TrSger ilS mondert sind, die eigentUch von ICs geleert 
jenige Position hindurchlSuft; an der der Zeitgabe-Er- sein soOtea Auf d^ anideren Seite ist es aucfa m5|^di, 
fassungssensor angeordnet is^ endet der inter- as <Ue Steuereinrichtung 50feine$oIcheBesdmmungvor- 
n^tvcrgesg* Zu diesem Zei^unlct erzeugt die sentrale nefasrsn su lasses, dsB der Zastssd, bei dean die Zwi* 
Verarbdtungsdnhdt 507A ein Lesebefehlssignal RED, schenspeidierschaltungea 503A bis 5Csb jewdls einen • 
das in 5F geseigt is^ um hierdurch die zwischenge- hohen logischen Pegel H zwischenspeichem, der nor- 
spdcfaerten Ausgangssignale der Zwischenspeicher- male Zustand ist Dieser logisdie Zustand kann in einem 
schaltongen^l^bisSC^DilberdenEmgangsanschluB 50 Fall angewendetwerden, bei dem erfeStwiid,ob ein IC 
507D in dem Dfa^ktzugriffsspelcher S07C zu speicheriL w^rend der Zeitspanne nadi dem Aufbringen von ICs 
Falls die eingelesenen £rgebnisse den l<^g2schen Pegel L auf das Test-Tablett In dem Beschickungsabschnitt 300 
aufwdsen, laBt ^h hieraus ei&exmen, daB in dem IC- bis zu dsr Ausgabe d^ Test-Tabletts zu dem Entladeab- 
IViger SS kein IC vorlianden ist Falls atif der anderen schnitt aus einem Test«Tablett herausge&Hen ist 
Seite ein IC in dem IC-lVlger IS vorhanden ist das 55 oder nidit Die unter Bezugziahme auf. F3g. 4 beschrie* 
zwischengesp^herte Ausgangssignal der Zwischen- bene IC-Erfassiuigsmethode 13Bt dch daher sowoU 
speichersdhaltung SOSA bei hohem logisdien P^el H der Brmzttlung des Vorhandenseins eines ICs als audi 
tNd und nach dem Zeitpunkt T2 gdmlteo, wie es in bei der Ermitdnog des Fehlens eines ICs einsetzeh. 
F|g. 5E gezeigt ist so dafi die Steuereizirichtung 307 bei Wdterhin ist das vorstehend beschriebene AusfQh- 
dem dargestellten Beisplel den hohen logischen Pegel H. eo rungsbeispiel anhand dues Beispiels diskutiert bei dem 
in den Direktzugriffisspeieher 5C7C bezQgiich der Zwi- die Zeitg^e-Markierung 503, die aus den r^ektieren- 
schenspeicherschaltung 50SA zum Beisplel nach dem den Markierungen 503A und den nicht reflektierenden 
Zeiq>tmkt T2 einHest Aufgmnd des in dem Direktzu- Markienmgen 503B zusammengesetzt ist, als eine Zeit- 
griff^speicher 507C eingelesenen hohen log^ohen Pe* . gabe-Markierung ziir Erfessung der Position eines IC- 
gels H erkennt die zentrale Verarbeitungseiiiheit 507A 65 Tr§gers IS auf dem Test-Tablett ^ler Position der in 
das Vorhandensein eines ICs und zeigt zum Beispiel auf einem IC-Ti^er ^S ausgebUdeten Offnung ISA) einge- 
einer Anzeige 508 einen Hlnweis an, dafi ein IC vorfaan- setzt wird. AnsteOe der reflektierenden Markierungen 
den ist Die Anzeige 508 i st derart ausgelegt daB sie die SOSA und der nidit reflekderenden Markierungen 5038 
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tetes auch md^ch, Sohiitze (Durcligai^siacher oder tungsaufbau zur Erfassung der Qffiiungen tSA aller vier 
Qfoungen) einzusetzeiip die in dem recfateckforaugen IC-Trager-Anordnungen 1st in ]F%. 7 dargestoUt;, wobei 
Rahmen 12 in vorbestimmten Abstfiaden reladv zu der der sich auf eine jewei%e IC-IVSger-Anordnung bezie- 
Rlchtung der Bewegung des Te$t*TabIetts ausgebildet hende Schaltungsaufbau jeweik derselbe me der Auf- 
sind» und aufgrund der Schlitze die Positionen der Off- 5 bau der anderen Scliahungen ist Es werden daher im 
nungen ISA zu erkennen, die fa einem Satz von lOlVI- folgenden der Sdialtungsaufbau, der mit der ersten IC- 
gem US ausgebildet sind> die in der Rfditung der Bewe- lViger*Anordnung zusammenhSngl; und dessen Ar> 
gung des Test«»TabIetts angeordnet and. In eiaem sol- beitsw^e beschrieben. 

Chen PaU kami der Zeitgabe^Srfassungssensor derart Die Srfassung^chaltung zur ^fessung der Offimn- 
ausgestdtet sein» daB er die Positionen der Schiitze da- 10 gen llfiA der I&lY^er in der ersten lOT^i^-Anord- 
durdiermitteitydaBerliditerfeS^dasdQrdidieSehlit- nung v^r&st Zdtgabe-Erfassungsseasoren und 
zehindurchgeht; oder daQ ^.bein reElekdertes licht von ms, ein NOR-Glied (Nicht-ODER-Giied) NOR zom 
jedem Scfalitz in einem Pall erhffl^ hdL dem das Test-Ta- Herausgreifen oder Weiterldten der von den Zei^gabe- 
blett derart ausgestaltet ist daB Licht von seinen Ab- . Erfessmigssensoren S©4A und se6B abg^benen, er^ 
schnittenmit Ausnahme derSchBteereflektiertwird. ts feBten Signal^ ein UNIMSiied AND zum H&rausgrei- 

F5g. 6 zeigt eine weitere AusfiShrungsfonn des Ver- feii bzw; Aufnefamen des von dem IC-SriassuQgssensor 
fahrens zur Erfassung von Zdtgabe^Markierungen. Bei 5C®A abgegebenen, detekderten Signals, ein erstes Flip- 
dieser AusfQhrungsform ist der Fall dargestellt, daB an- flop FFI zum Speichem d^ Informatioo^ in Form eines 
stelle der reflektierenden Markierungen SOSA die L5- Signals mit niedrigem logisdiem Pegel U daB der IC-Br* 
dier a% diem jedem lOTrigerl® ausgebildet sind^als 20 bssungssensor 5C1IA durcb c& Offim^g llGA Hind 
Zdtgabe-Markierung dngesetzt warden. Die L&dier 22 getreteoes licht in einem Zusteind er&Bt hat; bd dem 
sind fa jedem I&7Vfigeri(Sfifar(0eSsi{QfanmgV!(mPosi- die Zdtgabe»£ifessung$sensoren S^k und 50^B die 
tionienmgsstiften fa diesen voigesehm. Die LBdier 33 Posidoaderungsiadser 23 detektlert haben, sowie zum 
werden im fo^gendoi als "PositRoM^imgsIOcher^ be* Sp&Aem der Infonnatiop, fa Form eines Sisals mit 
zeidmet Jedes PositionierongsloGb ^ ist fai wesentll- 25 bohemlogischenPegellidaBemlCfaefaemZustaBd 
chen an den gldchen Positionen wie die O^hung^ USA bzw. zu efaem Zeitpunkt vorhanden 1st (der IG-Brfos- 
au^ebOdetg bezogeh auf die Rii^tnng der Bewegixag suagssezmr SC:(^A hat kefa durch die Offamsg USAhin* 
4es Test'Tablett^ wis es aus IP?g. 3 ersichtlich ist* Ss ist durchgetretenes licht eriaBt)^ zu dem die Zeitgabe-Er- 
daher mdglich» die Positionen der m den IC-lV3gem tS fessungssenspren SO^A und SO^B die Poatiosii^imgsld- 
ansgebildeten Offatiugen USA unter Verwendung der so dier 22 detekdert habenp; sOwie zum Abgeben des ge» 
PosMonierungslacher 22 zu erkem&en» ohne daB Schlit- speicberten Enhalts» sowie efa zwdtes Flipflop FF2 auf, 
ze (Offnungen) fa dem rechteckf&rmigen Rahmen 112 fa ^is dazu dlen^ danOp wenn das erste Flipflop FFi 
vorbestimmten Abst&nden reladv zu der Riobtuqg der Signal mit hohem logisdien Pegel H aufgrund der Erfss* 
Bewegung des Test-Tablette ausgebildet werden. , sung des Vorhandenseins efaes XCs abgegeben b&t, die- 

Da5mF|g.6gezeigte AusfQhruaigsbdspielbetrifftei- 35 ses Signal mit hohem logischen P^el H au&onehmen 
hen Pall» bei dem als ZeitgQbe-Ma^enmg die Positio- nnd solange beszubehaltenp bis das Test-T^blett vorb^- 
hierungsldoher 22 eiz^esetzt werden» die fa der redit- gelaufenist. 

winklig zu der Richtuog der Bewegung des TestrTa- Das HOR-Gfied NOR efa Zeitgabeagnal QA ab, 
bletts 1ST verlaufenden Rlchtung angeordnet und an das jedesmal d&nn auf den hohen logjscfaen Pegel H 
den auBenseitigen Positionen auf den bddenSeiten der ^ wecfaseh; wens b^e Zeitgabe-Brfassungssensoren 
m der LSngsricbtung ^ewegungsrichtunig) des Test-Ta- 3C4A und S^B die Positibnienni^dcfaer 22 erkennen, 
bletts verlaufenden Mittellinie angeosdnet sindL Da bri wie es fa Mg^ 8A gezeigt ist. Da dieses Zdtgabesignal 
dtesem Ausfiihrungsbdspiel vier Z^en bzw. ReShen QA an den Takteingang CSL des ersten Flzpflops PFl 
vonlO-TVSgem fiSandemTest-Tablettangebracht sihd angelegt wi«8,l26st das erste Flipflop FFI das an sdnen 
(hierbeiistauf dieAnzafalvonlO-Tk^er-Anordnungen 45 DatenanschluB D angd^gte ^gnal fait hohem logi- 
Bezug genommen, die parallel zu der Rid&tongder Be- schem Pegd H zu emem Zd^unkt eia. 2u dem das 
wegung des Test-Tabletts ausgerichtet sincQ, werden Zdtgabes^TialQAansteigt 

von den Positios^erungslddiem 22 der IC^Tirfiger 1(S Falls kefa IC fa dem IC-TOiger W vdrbanden is^ gibt 
diejenigen auBenseitigen Positiomerungsl5cber 2% die der IC-Erfassungssensor 'SDM efa fa Mg. 8B gezdgtes 
fa den beiden ftuBeren IC-TrSger-Anordnimgen» das 50 Signal QBab^ das aufgnmd der Bx^ssung von dtsroh die 
helBt fa der ersten und der vierten IC-lViger-Anord- Ofihung USA hindurehtretendem Licht mittels dieses 
nun& vorhanden sfad, ^ Zeitgabe-Markierung eisige» Sensors SOttA auf niedrigen logisd&@Q Pegel L abMlt 
setzt 2Seitgabe-Brf assungssensoren S^A imd SO^B sfad und diesen niedr^eh logischen P^el L so lange beibe- 
zum Erfassen dieser auBenseitigen Posxtionierungsla- halt, bis die QE&nmg tSA vorbelgelattfto ist. Da dieses 
Cher 22 an efaer Position an der Oberseite oder an der ss SgnalQB anden LaschansdduB CL des ersten Plipflops 
Untfflveite des Test-Tabletts bsw. oberbalb oder unter- FFI angelegt wiid, wird das erste Flipflop FPl zum 
halb dessdben vorgesehen. Die Zei^be-Sensoren Zei^uo^ des Abfallens des Zeiigabesignals QB ge- 
504A und 5D4B erfassen die Positionen der Pdsitionie- 16scht (riickgesetzt) und speichert fa sich den niedrigen 
rungsldcher 22; indem sie Licht detekderen, das durcb lo^sd&en Pegel L fOr dessen Abgabe. Das Ausgangsd- 
jedes derPositionierung8l6cher22hfadurditritt.i:MeIC- eo gnal Ql des ersten Flipflops FFI ist fa FSg*8C darge- 
Erf assungssensoren 5C0A bis SCPD, die die Olfaungen stellt Das Ausgangs^al Ql steigt zu einem ZeitpuaJct 
16A von jeder der parallel zu der lUchtung der Bewe- Ti, bei dem das Zeitgabesignal QA ansteigt, auf hohen 
gung des Test-Tabletts angeordneten I&lVagerrAn- logischen Pegel H an und kehrt zu efaem Zdtpunkt 
ordnungen erf asseii, kdnnen fa der glelchen Weise wie zu dem das Signal QB ab^t, auf niedrigen logischen 
beidemvorstehendbeschriebenenAtiisfllhniQgsbdspiel es Pegel Lzurik:k 

angeordnet sdn. Zum Zeitpunkt des Abfalls des Zd^gabesignals QA 

Wig. 7 zeigt die Ausgestaltung efaer IC-Erfassungs- liest das zweite Flipflop FF2 den logiscben Znatand des 
schaltun& die fa diesem Fall dngesetzt wird. Der Schal- Ausgangssignals des ersten Fl^flops PPl. Falls ach das 
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23 24 
Ausgangssignal des ersten Plipflops FPl in diesem FaO sem werden kann; d&B sowolil IGs; die in ^ f ^m als 
beim logis^en Pegel L befindet^ behilt das zv^ette Flip- ^stabfdnniges Magazsn" bezetdmeten I&Behfilter auf- 
fiop FF2 den Zustand des logischen Pegels L dauerhaft genommen sind» als aucfa auf einem ^ allgemeinen Bin* 
bel satz ausgel^gten Tablett aufgebrachte IGs aiif ein Test- 

Der in Fig. 8 dai:gesteDte Signalverlauf gibt an. daB 5 Tablett transportiert werden k6nnen und das init den 
einlCindemzweitenlC-Tk^geriSindererstenlOTri* darauf aufgebraditen ICs besftOckte Tes^Tab!ett zu 
ger^Aoordnu^s vorhanden ist WShrend der Zeitdauer, dem Testabschnitt fQr emen Testvbrgiang transportiert 
wShrend der das zweite Zei^besignal QA auf den ho* wirdt wonacb sicb verschiedenartige Bearbeittmgen d^ 
ben logischen Pegel H ansteigt, ^t das UND-GIied getestetenlCsaufder GrundlagederDatenderTester- 
weiterUai eb Signal mit hohem logisdien P^el H ab. 10 gebnisseanschlieBen. Audi mdiesem Fall lassenddi die 
Als Fblge Mervon Ixest das zvmte Flipflop FR2 das von gieidien Ftmkdonen und Effekte erzielen. Wenn eine 
dem ersten Flipflop FFl abgegebene Signal mit hohem Handhabungseinrichtong dieser AusfOhrung^orm ein* 
logischen Pegel H zu dem Zeitpunkt T3 des Abfallens gesem wirdt, rutsdien ICs, die in eiioiem stsibfdnnigen 
des zweiten Zeitgab^gnals QA ein ^Sg* SEX stangerJohnlgen Magazin aufgenonunen sind, anf- 

Da das Ausgangssignal des zweiten Flipflops FF2 15 gnmd ahres ^eogewidits aufetna^ 
Qber eih ODER-Glied ORl an den DatenansdiluB D des teb» so daB die aus idem Magazin aul^:ruz}d d^ durch 
zweiten Flipflops FF3 zurOd^eleitet wird, gibt das ihr Eigeogewidit hervorgerufeneo. das Herabfiallen je* 
zwdte Flq>flop FF2; sobald es einen hohen lo^sdien des ICs bewirkenden Naturkraft ausgegeb^ werden, 
Pegel H dngdesen haa, kontinuierlidi ein Si^al mit wobei das stangenfiSnnige Magazin^ bezogen auf den 
hohem logisdiem Pegel H bis zue!nemZeitpunktT4ab» 20 borizontalen Zustand, in einem gendgten Zustand ge- 
zu dem ein in IF^iiBDgezeigtesRQcksetzsignal RET auf halten wird. ffierbei ist erne Station, an der aus dem 
niedr^en logischen Pegel L abf 3IIe^ onabhdi^gig davon» Ma^in ausgegebe&e ICs auf ein Test-Tablett trans* 
ob sidi das Aiutgangssignal des ersten FiipBops FPl pordeit werden, als dnBesthic&nngsabscfanittdefiniert 
indert . Wie vorst^enderlfiQter^istbeidervorli^ndenEr- 

SninlPlg.BEgezeigtas AnsgangssignalOUTwirdan 25 findung das Merkmal zusitzUdi vorigesehen, daB erfaBt 
einem AnsgangBanschiuB W abgegeben» xndem die Aus* wird, ob ein IC auf einem Test-tTablett TST verblieben 
gangssignale jedes zweiten FHpflops FF% die einen Be- ist; das eigentlich von getesteten IGs entleert seih soUte. 
standteil der. I&Brfassun^d&altung bilden» an ein Esistdaherm5g}ich.indem.BiescMc&img8absc^ 
ODER-GIied OB2 angd^ w&rden,-das eine ODER- (einschlieBlidi der Sta^on, bei der a^is dem staogenf&r- 
Verknfipfung durdifflhr^ und das Brgebnis dieser 30 migen Magazin ausgegebene ICs auf ein Test-Tablett 
ODERi-Ver&nf^rfuQg an dem .AusgfangsaasehluB n ab- umgesetzt werden).dtt^ feUerliaften Vorgan& bei dem 
gegeben wird. Hierbd Ist jedes zweite F%flop in Ober- ein IC auf dem verbHebenen IC in der Fonn ehies Sta- 
dnstimmung mit einer jewdGgen lO-TV^ger-Anord- pels Huiigebrachtwiri^zuverfaindern. Als Polgel^ 
nungvorgesehen. kann ein unerwflnscbter Voigang» daB zum Beispiel ein 

Wenn an dem AusgangsansehhiB 70 ein Signal mit 35 IC aus dem Test-TaHett in der Konstanttamperatur- 
hohem logischem Pegel H abgegeben wird» wird hier- kammer tOt herausf^t und hierbd die Gefahr mit sidi 
dunsh signalisien; d&B ein IC auf dem Test-Tablett TST bixngt, daB eine darunter befindliche Transporteinricfa* 
zurOckgeblieben ist Wenn dah^ zum Beispiel das Aus- tung besdiidigt werden kams, .verhindert wei^eiL Fer- 
gangss^nal OUT am AusgangsansehluB 70 an eme nerllBtsich eine fehlerhafteXlassiSzierung, bel der der 
Steuer^orlchtung (nidit gezejgt) eingangsseitig ange- 40 obere IC in dem St^eL der oSme ein Heraus^en aus 
tegt winl, ist es mdglich* die Steuereinriditung zur Aus- dem Test-Tablett transpordert wird, getestet wird und 
fOhmng einer Steueruog wie etwa <ier Abgabe eines zu dem Entladeabscfanitt ausgegeben wir4 bei dem 
Alarms durch die Stetiierdnriditung zu veranlasseo, der obere IC auf der Basis der TestergebnissebezQ^ch 
Oder den Betrieb der Handhabungseinriditnng anzuhal- des unteren ICs m dem StapeJsortiert wird» veriiindem. 
ten» od^ eine andere MaBnaimie vorzunehmen; 45 Dardberhinaus kann bd der vprliegenden Erfindu&ig 

Bei dem in 7 geseigten AusfllhrsfSigsbeispis! ist das Herausfallen eines IGs erfafit werden, selbst wem 
eine Atisl^iwggezdg^ bd der das AusfOfaningsbelqiid. ein IC von dem T^^Tahlett wShrend des Tests in dem 
zur Erfassung eines I^ eingesetzt wird^ der auf einem Testabsdmitt oder wihrend der Zd^uer des IVans- 
Test-Tablett 1ST zurQc&geblieben lst» das eigentlidi ports des Test-Tabletts von dem Testabsdmitt zu dem 
von ICs gdeert sein soUte. Falls der Schahungsaufbau- 50 Entladeabschnitt herausfSHt Folglidn laBt sich ein . 
derart du^estaltet ist, daB das erste FlipBop FFl ein fehlexliafter Betrieb dahmgehend, daB ein IC bezQglich 
Signal hohen logischen Pegels H spdchert, wenn kein einer IC-Tasdie an dem Test-Tablett. in der keineild IC 
IC in d^IC-lV^erU^ vorhanden ist, und ein Signal mit vorhanden ist, virtuell in Abhfingigkeit von den Tester- 
niedrigem logis^&em Pegel L speichert, warn ein IC in gebtiissen klassifiziert wird, die in der Spddieresnrich- 
dem IC-lYSger i@ vorhanden ist, und daB ein in dem $s tung gespeichert dnd» verhhldenL Somit kann ein Sor- 
ersten FlipHop FFl gespdchertes Signal niit hohem lo- tiervorgang im Hinblick auf eine IC-Tasdxe auf ^f*^ 
gischem Pegd H in dem zweiten Fiipfiop FF2 zuin Zeit- Test*Td>letl;> in der kein IC voriianden ist, verhindert 
punkt des Abf aliens des Zeitgabesignals QA ge^peidiert werden, und es iam die Zdtspanne^ die zur D urdifOh- 
\rfniliBt sidi. das Verfehren fOr den Fall der Brfiassung rung des gesamten KlassiSderoogsvoxgaogs eiforder- 
des Saefaverhalts ehssetzen, daB ein IQ der in dem fie- go lidi ist, verringert werden. 

sdiidcungsabschnitt 300 aitf das Test-Tablett TST auf- Femer kann bd der vorliegenden Erfindung ein leere 
gebradit worcten ist von dem Test-Tablett wihrend des IC-Tasche erfaBt werden^ wenn eine solche leere IC-Ta* 
Zeidntervalls bis zu der Ausgabe des Test-Tabletts an sche in einem Test-Tablett TST, das zu dem Testab- . 
den Bitladeabschnitt ^00 herddgef alien ist schnitt transportiert wird, voriianden sem soUte, was 

Es erObrigt sich femer, festzustellen, daB die vorlie- ss seinen Grund darin haben kanxt daB ein IC von dem 
gende Erfindung auch bd einem IC-Testgertt mit einer Test-Tablett wahrend des Transports des Test-Tabletts 
mitihxh verbundenenHandhabungseinriditungfQr Ma^ von dem Be$diidcungsal>schnitt 300 zu <i<>m Testab- 
gazine/Tabletts mit einer soldien Ausgestdtuog einge- schnitt faerausgefallen ist; oder daB das Test-Tablett zu 
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dem Testabsdain mit dner IC-Tasche transpordert 
'winl» die keinen IC enthSlt» wesm in dem Besdiickimgs* 
absdmitt 300 kein za testender IC auf das Test-Tablett 
aufgebracht werden koxmte. Daber l&Bt sich der Test 
bezQglicb der leeren IC-Tasche vei^deriL Als Ergeb^ 5 
nis wird kein v^eblicher Test durchgefiihrt so da& die 
Testdauer vemngert weiden kann uad ein mit hoher 
Zuverl&ssiskeit afbeitendes IC-Testgerlt berettgestellt 
werden kamt 

Da weiteriiia g€miB der vorliegeodeQ Erfindung die 10 
Ausgestaltung derart getroffea ist» daB das Voriiandeii- 
sein Oder Feblen eines ICs in dem IC-lVSger anhand 
einer Zdtsabemarki^img erfaSt ^rfrd, l3Bt sich das 
Vorhandensein bzw. Feblen eines ICs aitf dem Test-Ta* 
blettzuverfi^ennitteln. . 15 

Auch wenh die vorliegende Erfindung gemaB der vor- 
stehenden Beschrdbung bd ihrem Einsats bei einem 
IC-Testgerit beschrieben ist, das znm Testen von ICs als 
Halbleherbauel^ente £en^ verstebt es ^ch, daB die 
vpriiegende BrfinduQg anch bd Testger&ten dnsetzbar 20 
is^ die zum Testen von asderen Haibleiterbauelemen- 
ten.als ICs dienes^mbei sscb die^dchen Effekte erade* 
tea lass^ ^rie sie vcHrstehend erlSntert sind. 

PatentansprOche 25 

1. H^l^terbanelement^Test^erit mit einem Test- 
absdmitt . imd eisiem- Handhabungsabscbnitt» bei 

' dem zu testende Halbleitj^rbauelememe in dnem 
BescbiRkungsabscSiaitt des Hondhabungsabsdmitts 30 
2u einem Test<>T&bflett, das an d^ Besdiidcungsab- 
sdmitt des Waa wi^h gthtmgp^ft frue rfmiit fcg angdialten ist; 
transportiert mid at&? dieses umgesetst werden, das 
Test-Tablett Mr den Test der Halbleiterbauelemen- 
te von dem Bestehickifflngsal^dizdtt in einen Testbe- 35 
reidi des Handhabimgsabsdmitts transportiert 
wird, das Test'Tablett mit den auf ilmi aufgebradi- 
teiip getestaten Hatbleiterbaudementen nadi dem 
AbsdiluB des Tests von 6em Testberekh zn ^em 
Endadeabsdmitt des Handbabungsabsdmitts 40 
trani^rdert wirdp- wo die getesteten, auf dem Test- 
Tabtett befind&dien Mafbleiterbandemente von 
dem Test-Taidett auf dn fOr aUgemeinen Binsatz 
an^gdegtes Tablett gebradit werdeq, und das Test- 
Tablet^ das von getesteten Halbldterdementen 45 
entieert 1st, von dem Entladeabsdmitt zu dem Be- 
sd^^imj^bsdmitt traosportiert wird, wob^ der 
vorstehend angegebene BetHebsablanf wiederfaolt 
wird, wobei Halbleiterbaudement-TestgeK^t 

daB an dem Verlatif d^ 'Hansportpfads des Test- 
Tabletts zwisdien dem Entladeabsdmitt und dem 
Besdiictamgsabsdmitt ein Halbleiterbauelement- 
Erfassungssensor vorgeseben ist; der dazti dient, za 
ittierwadiei^ ob ein Halbldterbauelement aof dem as 
Test-Tablett vorhanden ist oder md&t, und 
daB das Vorbandensein eines Halbleiterbauele- 
ments, das auf dem Test-T^blett, das von dem Ent- 
ladeabsdmitt za dem Besdiidcungsabsdmitt trans- 
portiert wird, zuriickgeblieben ist, durdi den Halb- 60 
leiterbauelement*Erfassungssensor erfaBbar ist 

2. Halbleiterbaiidement-Testger&t mit ein^ Test- 
absdimtt und einem Handbabungsabsdmitt, bei 
dem zu testende Halbleiterbauelemente in einem 
Besdiibkungsabsdmitt desHandbabmigsabsdmitts 65 
zu einem Test-Tablett, das an dem BesdiidcuQgsab- 
sdmitt des Handbabungsabsdmitts aogdialten ist; 
transportiert und auf ^eses aufgefaradit werden, 
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das Test^^Tablett von dem Besdiickungsabsdmitt in 
einen Testbereidi des Handhabungsabs^nitts fOr 
den Test der Halbleiterbaudemente transportiert 
wird, das Test-T^lett hads dem AbsdduB des 
Tests mit den auf ihm aufgebraditen, getesteten 
Halbleiterbaudementen von dem Testbereidi zu 
einem Entladeabsdmitt des Handbabungsab- 
sdmitts transportiert wird, wo die auf dem Test-Ta- 
biett beSndlidier^ get^eten Halbleiterbauele* 
mente von dem Test*TabIett auf ein fOr allgemei- 
nen Snsatz au^egtes TaUett gebradit werden. 
tmd das Test^lTablett; das bezQ^dh der getesteten 
Halb^terbaudemente gdeert is^ von d^ l^tla- 
deabsdmitt zu dem Besdndcungsabsdmitt trans- 
portiert wird und der vorstebend ang^bene Ab- 
iauf wiederfaolt wird, wobd das Halbldterbaiiele- 
ment-Testgerit dadurdi gdsennzddmet ist, 
daS ai^ dem Verlauf des IVanspor^&ds des Test- 
Tabletts zwisdien dem Testb^^di und dem Entla- 
deabsdmttit ein HalbldteKbauel^eat-Erfassuo^- 
sensor vorgeseben is%, der dazu dient; zti Oberwa- 
dieu, ob auf dem Test-Tablett ein Halbldterbau- 
elment vorbanden ist Oder nidi^ und 
daB das Voifaandensisb eines bdiebigen leeren, 
k^ Kfedbleiterbatsdement in sidi enthaltenden 
• Hdbldt^andementrAufnafameatedm^ fai dem 
Test-Tablett; das von desn Te^b^rddi zu dem Ent- 
ladeabsdmitt transportiert wfird, durdu den Halblei* 
terbaudement-Erfsssungssensor ^cf^bar ist 
3. Halbldterbaudement-Tes^erStMt dnem Test- 
absdmitt und einem Handbabungsabsclmitt, bei 
dem za testende Halbldterbauelemente in einem 
Besdiidsungsabsdmittdes Handbabungsabsdmitts 
zu dnem Test-Tablet^ das on dem Besdbddsungsab- 
sdmitt des Handbabungsabsdsnitss angdialten ist, 
transportiert mid auf letzteres aufgebrsidit werden, 
das Test'Tablett von dem Besdiidmngsabsduiitt in 
einen Testberddi des Handbabmigsabsdmitts fOr 



wird, das Test-TsJdett nadi dem Absdilufi des 
Tests mit den auf ibm. aufgebradttaq, ^Seteafteten 
Halbleitesbaueiemeisten von dem T^stberdch zu 
dnem Endadeabsdmitt des Handbabungsab* 
sdudtts transportiert wird, wo die auf dem Test-Ta- 
blett vorbondenCTo getesteten Malbldterbauele* 
mente von d^ Test^^T^lett auf dn fOr allgemei-* 
n^ Binsatz ausgel^es Tablett gebradit werden^ 
und das Test-Tablett^ das binridatlidi der geteste- 
ten Halbleiterbaudemente gdeert Is^ von dem 
Entladeabsdsnitt zu dem Besdiidcungsabfidmitt 
transportiert wird sbwie der vorstdaend angegebe- 
ne Ablauf wiederfaolt wircl wobei das Ha3>leiter- 
bauelement^Tes^eratdadurdigekennzddmetis^ 
dafi an dem Verlauf des l^anspor^^ads des Tes^ 
Tabletts zwisdien dem Besdiicumngsabsdmitt und 
dem TestbereSdi dn Halbldterbaudement-Brfas- 
sungssensor vorgeseben ist, der dazu dirat, zu er- 
fassea cb auf dem Test^l^lett ein Halbleiterbau<> 
element vorSinhden ist Oder nidit, und 
daB das Vorhandensein eines bdiebigen, leeren, 
kein Halbleiterbauelement in sidi enthaltenden 
Halbldterbauelement-Aufiaabmeabsdmitts in dexn 
Test-Tablett; das von dein Besdiickungsabsdmitt 
zu dem Testbereidi transpordert wird, durdi den 
Halbleiterbauelement-ErfassungssemEor erhBbar 

4* Halbldteibaudembnt-Tesigerate nadi einem 
der AnsprOdie 1 bis % dadiirdi gekemizeidmet. 
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daB der Handhabungsabschnitt eine Handhabungs- 
einrichtmig f&r Maga^e und Tabletts mit emer 
solchen Ausgestaltung ist, die sowoU fOr daa 
TVansport von Halbleiterbattelementen, die in ei* 
nem als ^stangenfdnniges Magazm'' bezeidineten 5 
Halbldt^rbaudement-Behilter aufgenommen sind, 
als audi fOr den Transport von Halbleiterbauele- 
menten, £e auf einem fur allgemeinen Snsatz aus- 
gel^gten Tablett aufgebracfat sind, zu einem Test- 
Tablet! sowiezumT^tuisportierendes mit deodar* 10 
auf au^bracbten Halbleiterbauelementen be> 
stOoktra Test-Tabletts zu dem Testberdcb fOr d- 
nen TestvorgaQ& sowie zum nadifolgenden Dmrcb- 
fObren von versduedenartigen Bebandlungen der 
getesteten Halbldterbauelemente auf der Gnmd** 15 
lage der Daten d^ Testergebnisse in dem Entlade* 
abschnitt eingesetst warden ^ann» und dafi der Be- 
ficbickungsabschnitt eine Station vsx, bei der von 
dem MagBzin ausgegebene Halbldterbauelemente 
auf einTest-TablettGbert£:agenwerdea» 20 
5L Haibte&erbauetement-Testgerit nadi einem d^ 
Ansprtiche 1 bis 3, dadurdi gekennzeidmet, daB 
der Handhabungsabscbnitt eine als lK)n2ontales 
Transport^ystem'' bezeidinete Handhabungsein- 
rid&tung ist, bei der auf einem fOr allgemeinen 25 
satz auagelegten Tablett vorhandone Halbldt^- 
bauelemente in dem Besduckuogsabsdmht auf ein 
Test^Tablett transpordert werden, imd das mit den 
darauf aufgebracbten Halbleiterbauelementen be- 
stOckte Test-Tablett zu dem Testberdcb fdr den 30 
Testvozgaag transpordert wirdp wonach ^cb ver- 
sdiiedeoartige Bebandlungen der getesteten Halb- 
leiterbauelemente auf der Gnmdlage der Daten 
dor TestSE^bnisse in dem Eniladeabsdmitt an- 
sddieSen. 39 
& Halbtefterbauetement^Testgeirit nach Anspmoh . 
1, bd dem an dem Verlauf des IVansportpfads des 
Test-Tabletts zwiscben dem Testbereidi und dem 
Endadeabscbnitt ein wdterer Haibldterbauele- 
ment-Srfassongssensor vorgeseben ist, der dazu 40 
dient, zu QberMdien« ob ein HalbldteTbauelement 
auf dem Test-Tablett vorbanden ist oder niobt 
7. Halbldterbauelement-Testgertt nadi Ansprucb 
Ij bd dem an dem Verlauf des Transportpfads des 
Test-Tabletts zwisdien dem Besdiiiclcui^gsabsdmitt 45 
nnd d^m Testberdob ein wdterer Halbldtgrbau- 
element-Brfassungssensor vorgeseben is^ der dazu 
dient zu OberR^achenp ob auf dem Test-Tablett ein 
Hdbldterbaudement vorbanden ist oder nidit. 
& Halbldterbaudement-Testgerat nadi Anqirucib 50 
It bd dem an dem Verlauf des Thmsportpfads de& 
Test-Tabletts zvisdien dem Testberddi und dem 
Sntladeabscbnitt ein wdterer Halbleiterbauele- 
ment-Brfassungssensor vorgeseben ist;, der dazu 
dient, zu Oberwadsec, ob ein Halbldterbaiidement 55 
auf dem Test-Tablett vorbanden ist Oder nicht, und 
bei dem an dem Verlauf des T^ansportpfads des 
Test*Tablett3 z^dien dem Beschidcungsabscbnitt 
und dem Tes^>ereidi noeb ein weiterer Halbldter- 
baudement-Erfassungssensor vorgeseben ist; der eo 
dazu dieni zu flberwadien, ob ein Halbldt^bau- 
element auf dem Test-Tablett vorbanden ist oder 
nidit» 

9. Hdbldterbaudement-TestgerSt nadi einem der 
AnsprOcbe 1 bis 3 oder € bis 8, bei dem die Anzabl 65 
der Hdbldterbaudement-Erfassungssensoren 
gleicb groB ist wie diejenige deirjenigen Hdbldter- 
baueldnent-Aufiaabmeabsdmitte auf dem Test-Ta- 
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blet^ die in dner Riditung angeordnet sind, die 
reditmEKldig zu der Riditung der Beweguqg des 
Test-Tabletts verliuft» und bd dem jeder Sensor 
ein opfiisdier Sensor filr die Brfassung von durdi- 
gelassenem lidit ist 

10. Hdbldterbaudement-Tes^erat nach einem 
der AnsprOdie 1 bis 3 oder 6 bis 8, bei dem die 
Anzabl von Haibldterbaudement-Brfiassungssen- 
soren gleidi groS ist wie diejenige deijenigen 
Halbldterbaudement^^Au&ahm&absdmitte an 
dem Test-Tablet^ die in einer Riditung angeordnet 
sindp die redttvrinklig zu der Richtung der Bewe- 
gung des Test-Tabl^ verlfiuft. und bd d^ ^ei- 
terbin eine Zeiigabe-Markienmg, die an einem 
Rahmen des Test-Tabletts in vorbestimmten Ab- 
stlnden rdadv zu der Ridisui^ der' B^w^ung des 
Test-Tabletts voi^esefaen ist, und ein Zd^abe-Er- 
f assufligssensor zum Erfossen der Zdtgabe-Markie- 
rung vorbanden dnd. . 

IL Hdbldterbaudement-Tes^erftt nadh dnem 
der Ansprfldte 1 bis 3 oder 6 bis 8, bd dem die 
Anzabl von Efalbleiterbaudement-Erfassungssen- 
soren ^ddi groB hi wie die Anzabl von Halbldter- 
bauelement-Aufnabmeabsdmitten auf dem Test- 
Tahlettp die in dner reditwinklig zu der Riditung 
der Be^gung des Test-Tabletts verlaufenden- 
Riditung asigeordnet sind, und bei dem jeder Sen- 
sor ein N&herungssdialter zum Erfassen einesme- 
t&nisdien Absdmitts in jedem Halbleiterbaude* 
mentist 

12. Kalbldterbaudement-Testgerit nacb dnem 
der Ansprttehe 1 bis 3 oder 6 bis 8, bd dem die 

' Anzabl von Hdbldterbaudement-ErfiBssungssen- 
soren gjeidi graB ist ^e die Anzabl von Kalbleiter- 
baudement^Aubiahmeabsdinitten auf dem Test- 
Tablet^ die in einer redttwinklig zu der Rkbtung 
der Bewegung des Test-Tabletts verlaufenden 
Rsditan^ angeordnet sind, und bd der Jeder Sensor -' 
eine iCamera is^ die eine Mustererkennungsfunk- . 
tionauf^^eist 

13. Halbleiterbaudement'Testgergt nada einem 
der Anspriidie i bis 3 oder 6. Us 8, bd dem dn 
Zd^abe-Sffassungssensor in Form eines mit re- 
Oektiertem lidit arbeitenden optisdien Sensors 
zum Erfessen von reSektiertem Lidit vorgeseben 

bd gfwp 3n dess Rabmen des Tsst-Tablests ■ 
.vongesebene 'Zei^be-Markierung eine re&e£de- 
rende Mariderung is^ die Lidit reQektier^ und bd 
dem der Zdlgabe-^fassitngssensor lidit detek- 
der^ das von der an dem Rabmen vorgesehehen 
reflektierend^ Mariderung reHekdert wird^ und 
das Vorbandensdn eines I^lbleiterbAudemests 
auf dem Test-Tablett anband dnes von dem Hdb- 
leltedsaudement-Erfessux^gssensor abgegebenen 
Detektionsslgnal syndiiron mit der Erfi^ung von 
reSekti^em Udit ermittelt wird. 

14. Halbldterbaudement-Testger^t nadi einem 
der AnsprOdie 1 bis 3 oder 6 bis 8; bei dem dn 
Zdtgabe-Er£assungssensor in Foim eines refldc- 
tiertes lidit er&ssenden opdscben Sensors zum 
Ed^sssBL von refidcdertem Lidit vorgesehm is% bei 
dem eine an dem Rabmen des Test-Tabletts vorge- 
sebene Zd^abe-Markierung eine kdn Licbt re- 
flektierende^ nidit-reflektierende Markierung ist; 
und bei dem der Rabmen des Test-Tabletts aus 
einem Licbt reflektierenden Materid hergestdh ist» 
wobd der- Zeitgabe-Erf assungssenspr die an dem 
Rabmen vorbandene» nidit reflekti^ende Markie- 
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rrag ensitt^t imd das Vorhandensein eines Halb- 
Idterbauelements &uf dem Jest^Tablett anhand ei- 
nes von dem Halbldterbauelement*Erf^ssimgs5en» 
8ors abgegebenen Erfassisngssignals ^chron mit 
der Brfassung der nicbt-rdBe^erenden Marlde- $ 
rung ennitteh wird. 

15. Halbieiterbauelement-Testgerit nach einem 
der Ansprfldie 1 bis 3 oder 6 bis 8, bei dem ein 
Zeitg&be-Erfassmigssensor in der Form eines 
durchgelassenes Kidit erfossenden optischen Sen- lo 
sors zum Erfassen von durdsgel&ssenem Licht vor- 
gesehen ist; bei dem eine an dem Rahmen des Test- 
Tablests vorgesehene Zeitg&be-Marfdenmg ein 
Schlitz is^ dxxpdi den Ucht bindurchtritt; und b^ 
dem der Zeitgabe-Erfassungssensor licht, das 15 
dufch den in dem Rahmen vorgesehenen Schlitz 
hindmicbtritt, ermhteh und das Vorhandensein 

nes Malbleiterbauelem^ts wf dem Test-Tablett 
atif der Gnmdiage eines von dem Halbleiterbauele- 
ment-Erfassungssensor abs^ebenen Br&ssungssi* 30 
gnals synchron mit der Erfassimg des durcbgelasse- 
nen lidits ennittelt wird. 

16. HaHbleiterbauelemeait-Testger&t nach daem 
der Ansprfiche 1 bis 3 oder 6 bis 8; bei dem &11 
Z^lgabe-Etfossnngssensor in der Ponn eines 25 
durcbgel&ssenes Lkht erfassenden optischen Sen- 
sors zum Brfessen von dorchgelassenem Licht vor- 
gesehen i8t» mid bei dem eine on dem Rahmen des 
Test-Tabletts .vorgesehene Z^tgabe-MarkSarung 

Podtiomerstift-Einfiiihnmgfiloch Sst;, das in je- ^ 
dem der an dem Test*Tablett angebracbten Halb- 
Idterbauelement-Au^iahmesibschmteen aus^bil- 
det ist \md durch das LIdtt hindnrefatnttg wobei der 
Zeftt^be-Srfassimgssen&or IIcM emuttelt* das 
durch das Fositionierstift-^nfQhrung8lod& bin* 35 
durchtritt, isnd das Voriiandensein emes H&Ibleiter* 
bauelements asxf dem Test-Tablett anhand etnes 
von dem Halbleit^bauel^ent-Brfiasstmgssensor . 
abg^ebenen Erfassungsadgnftls ^nchron mit der 
Erfassung des durchgeiassenen Lschts ermittelt ^so 
^ifird. 

17. Ha|bleiterbauelement-Testgerfit nach Anspruch 
13 od^ H bei dem die reflebtierende oder nicht* 
reflebderende MarMerung an deijexugen Seite des 
Rumens des TestpTabletts vorgesehen ist; die pfflr> 45 
allel zu der Richtmig der Bewegung des Test-Ta- 
bletts verliuft, ^£nd bd dsm die re&ektierende oder 
nicbt-reQektierende Mar^enmg an solchen Posi*- 
tionen an der einen Seite vorgesehen ist, die den 
mittleren Abschnitten der JeweSigen Halblezter- 30 
bauelement-Aufioalmieabsclmitten in dem Test^Ta-^ 
blett entspredienp die in der Richtung der Bew&- 
gung des Test-Tabletts aufgereiht sind. 

18. HalbldterbaudementoT(Qstgerit nach Ansprudi 
%bddem jederHalbleii^bauelement'Erfasstmgs-' s5 
sensor eine Lid&tqixelle und einen Fotodete&tor 
aufweist; wobei die UchtqueQe an einer Seite der 
Bbene» entlang dexer das Test-Tablett bewegt wird, 
angeordnet ist und der Potodetektor an der ande- 
ren Sdte der Ebene posidoniert is^ bei dem ein eo 
Durdigangsloch in dem Bodenabs^uitt jedes an 
dem Test-Tablett angebracfaten Halbleiterbauele* 
ment-Au&iahmeabscLmitts unge^hr in deren mitt- 
leren Bereichen Wsgebildet ist» und bei dem das 
Vorhandensein . eines Halbleiterbauelements auf gs 
dem Test-Tablett dadurch ermittelt wiiSd, daS durcli 
den Potodetektor detektiert wird, 6b von der Licbt- 
queUe ausgesandtes lidit duich das Durchgangs* 
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loch hindnrchtritt oder nlcht 
19. Halbldterbauelement-Testgerit nach Anspruch 
10^ bei dem eine Schaltung zur &fassmig des Vor- 
handensems oder Felilens eines Halbleiterbauele- 
ments an jedem an dem Test-Tablett angebraditen 
Halbleiterbauelement- Aufiiahmeabschnitt umfaSt: 
einen Z^tgabe^Erfessungssensor zuxh Erfassen ei- 
n^ Zeitgabe-Markierung, die an einem Rahmen 
des Test-Tabletts in vorbestimmten AbsiSnden re^ 
lativ zu der Richtung der Bewegung des TestpTa- 
bletts voigesehen ist; 

dne Interruptsignal-Erzeugungsscbaltung zum Er- 
zeugen eines Intenruptsignals als Reaktion auf ein 
einen bestimmten logi^hen Pegel aufweisendes lo- 
gisches Signai das von dem Zeitgabe*Erfassungs- 
sensor bei jeder IBrfassiihg der Zei^abe-I^birkie- 
rung durch den Sensor abgegeben wird, 
eine Mehrzahl von Zwischenspmcherscbahungen 
sum jeweiligen Zwischenspeichern von Kfassungs- 
signden easier entsprecfaenden Anzahl der Halblei- 
terbanelement-Eif assungssenscmx^ und 
eine St^iereinrlcfatun& die dne zentrale Verarbei- 
tungsdnhei^ einen Festwertspeicher, in dem Pm- 
gramme und Shnlicfaes gespdchert sind, einen 
rek^grii&spdcher zum zeit^^eiligen Spddiem 
von Daten oder dergieichen, die in der Steuerein- 
richtung geiesen bzw. gebildet sinci einen Ein- 
gangsanschluBp an den das Ausgangsdgnal jeder 
ZTdschenspeiditerschaltung angdegt wird» einen 
InterrupteingangsanschluS^ an den das von der In- 
terruptsignal-Erzeugungssdialtung erzeugte Inter- 
ruptsigmJ angelegt wirdi, und einen Ausgangsan- 
sdsluBumlaOt. 

20. Ha]bleiterbanelemjent'>Te$tger3t nach Anspruch 
10, bd dem eine Schaltung zur Srmittlun^ ob ein 
Halbleitesbauelement an einem der an dem Test- 
Tablett angebrachten Halbleiterbauelement-Auf- 
nahmeabschnitte yorhanden ist; umf aBt: 
dnen Zeiigabe-Erfassungssensor zum Erfassen ei- 
ner. Zd^gabe-Mariderung; die an einem Rafamen 
des Test-Tabjetts m vorbestimmtien fiatervaOen r&- 
lativ zn der Riditong der Bewegung des Test-Ta* 
bletts vorgesehen is^ 

ein UND-GHed zum Herausgrdfen bz^. VerknOp- 
fen von Brfassungssign^en einer Mehrzahl von 
Halhldt^bauelement-Brfassungssensoren, 
ein erstes Flipfiop zum Speichem eines dnen be- 
stimmten logischen Pegel besitzenden logischen Si* 
gnals, wenn der entspr^ende Halbletterbauele-. 
ment-Eriassungssensor Lich^ das duorch (tes Durch- 
gangslodi des Halbleiterbauelement-Aufiiahmeab- 
sdmitts faindurchgetreten is^ unter ,der Bedingung 
erfaBt^ daB der Zeitgabe^ErfjOSSuogssensor die Zeit- 
gabe»M&rIderuQg orfafit ha^ und zum Au^eben 
des gespeid&erten Inhahs, sowie zum Speichem ei- 
nes den anderen logischen Pegel besitzenden logi- 
schen Signal^ wenn der Halbleiterbauelement^Er- 
fessungssensor kern duicb das Durchgangslodi liin- 
durchgetretenes Licht bei dem ZM^^nd, daB der 
Z^tgabe-Erfassungssensor die Zeitgabe-Maikie- 
nm^ erfafit liat» ermittelt und zum Ausgeben des 
gespeicherten Inhahs, und 
em zwehes Flipflop, das zum Obemefamen des logi- 
schen Signals dann, wenn das erste Flipfiop das 
logische Signal mit dem anderen logischen Pegel 
aufgrund der Erfassung des Vorhuidenseins eines 
Halbleiterbauelements abgibt» und zum Beibehal- 
ten des logisdien Signals mit dem anderen logi- 
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schen Pe|^ bis das Test-TaUett vorbelbew^ ist, 
angelegtist 

21. Halbleiterbauelement-Erfasstxngsverfiah^ das 
in einezn Halbldterbauelemeiit-Tes^er&t dnge- 
sem wird, das einen Testabschnitt imd dnen Hand- 5 
habungsabschzfftt enthfilt wobei 2u testende Halb- 
leiterbauelexnente m einem BescMckungsabsctoitt 
aof ein Test-Tablett; das an dem Beschidcungsab- 
schnitt des Handhabungsabsehnitts angehalten 
wild, Obertragenimdauf dieses uiQgeset2twei^ 10 
wobd das Test-Tablett van dem Besohickungsab^ 
scbnitt zum Testen der HaHildtjerbatteleinente in 
einen Testbereicb des Handhabungsabsehnitts 
transpordert wild und das Test^Tablett nut den anf 
ihm aufgebraditen, getesteten Halbleiterbanele* 15 
meiiteh nadi dem Al>schIuB des Tests von dem 
Testbereicb zu eanxim Entladeabschpitt des Hand- 
babungsabsehnitts transportiert wird, in dem die 
getesteten, auf dem Test-Tablett befindlichen 
Halbleiterbanelemente vaa dem Test-Tablett auf 20 
ein fUr allgemeinen ESnsatz ausgel^stes Tablett 
transportiert werden, und das von getesteten Halb- 
Idterbaudemetiten geleerte Test*Tablett von dem 
Entladeabsdmitt zu dem BesdiidcuQgsabschnitt 
transportiert wird» wobd der vorstehend angege* 25 - 
bene Ablaitf wieddiiolt durc^efOfart wxrd, mit den 
Sobritten: 

EdEassen von Udit; das durch ein Durdigangslodi 
fatodurdtoitt, das in dem Bodenabschnitt von je- . 
weiligeD, ail einem Test-Tbblett angebraditen 30 
Halbleterbaiielement-Au&iahmeabsduutten ails- 
geidldet ist, wSbrend der Zeitdaner des IVpnsports 
desTest-Tbbletts, 

Erfassen einer Zdtgabe-Marlderun^ die an dnem 
Rahmen des Test-Tabletts mit vorbestimmten Ab* 35 
st&nden rdativ zu der Riditung d^ Bewq^mV des 
Test-Tabletts vorgesdien isi^ und 
ErmitteH daB kein Halbleiterbaudement in einem 
Halbleiterbaudement^Aufnahmeabsclmitt voriian^* 
den ist^ wenn wflbrend des ZdthitervaUs, wabrend 40 
dessen die Zdtgabe-MHrkietling er^t wird, Ucbt 
ennitteh win^ das durdi ein in dem Halbleiterbau^ 
element- Aufnahmeabsdmitt des Test-Tabletts aus- 
gebiidetes Durchgangslodi bindurchgebt^ sowie 
zum Ennittefai, daB ein Halbldterbauelement in d- 45 
nem Halbldterbaudememt-Aiiffiahmrahschnitt 
vorhanden is^ wenn wShrend des Zdtintervall^ 
wBhrend dessen die Zdtgabe-Madderung etfaBt 
wird» ennitteh wird, daB kdn I^it durch das in 
demHalbldtexbaudemenvAiifttahmfiabscfamttdes 50 
Test-Tabletts au^bildete Durchgangslpdi Uoi' 
durchtrxtL 
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